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ご注意 
 

１．このソフトウェアの著作権は、Ｄｅｂｕｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ社にあります。 

２．このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全てを無断で使用、複製することはできません。 

３．ソフトウェアは、コンピュータ１台につき１セット購入が原則となっております。 

４．このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用可能です。 

５．このソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任をおいかねますので

ご了承下さい。 
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 第１章 概要 

 

１．概要 

１．１ Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｂｕｇｇｅｒ Ｖｅｒ１．ｘ の概要 
 

ＰｏｗｅｒデバッガはＭｉｃｒｏｓｏｆｔ ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ，Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００，Ｗｉｎｄｏｗｓ９８ およびＷｉｎｄｏｗｓＮＴ ４．０上で動作

するＰＣＢデバッグサポートソフトです。本デバッガは、バウンダリスキャン機能を利用し、ＰＣＢの初期不良、デバイスチ

ェック、フラッシュメモリの書込み（次期バージョンサポート予定）等を統合的に管理し、ＰＣＢのデバッグ効率の向上を

はかります。 

 

特徴 
 

 ・バウンダリスキャン試験テストパターンの自動生成、テスト結果解析機能を標準装備。 

 ・ＥＤＩＦ ２００をサポート。 

 ・ＢＳＤＬ ＩＥＥＥ１９９４サポート 

 ・バウンダリスキャンチェインに接続されたデバイスの任意入力ピンモニタ／出力ピン設定機能。 

 ・他のＪｔａｇインターフェース利用アプリとの共存可能なイネーブル信号をサポート。 

・ターゲットとのインターフェースにプリンタポートを用いているため、ノートブックＰＣでも利用可能。 

・ＥＤＩＦを編集せずに未搭載部品のマスクが可能。 

・ネット上の任意のポートをバウンダリスキャンポートに指定する仮想ポート機能。 

 ・ハードウェアデバッグ時の操作を意識した解りやすいグラフィカルユーザーインターフェース。 

 ・ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ，Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００，Ｗｉｎｄｏｗｓ９８，ＷｉｎｄｏｗｓＮＴに対応。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ、Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００，Ｗｉｎｄｏｗｓ９８，ＷｉｎｄｏｗｓＮＴは米国Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ の米国

及びその他の国における登録商標または商標です。その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登

録商標です。 
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１．２ Ｐｏｗｅｒデバッガの画面 
 

Ｐｏｗｅｒデバッガの機能として主に４つの画面に分かれています。 

Ｓｃａｎ　Ｃｈａｉｎ　Ｖｉｅｗ

Ｎｅｔ　Ｌｉｓｔ　Ｖｉｅｗ

Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｖｉｅｗ

ＢＳＤＬ　Ｖｉｅｗ

図１．２－１ Ｐｏｗｅｒデバッガの画面 

（１

クすることでＢＳＤＬファイルの表示、ＤＣＦファイルの表示、デバイ

スの無効化などの処理を行なうことができます。 

（２

ルをクリックすることで対応するピンから出力する値をセットしたり、入力するデータの有効／無効を制御でき

ます。 

（３

ネット情報がＳｃａｎ Ｃｈａｉｎ Ｖｉｅｗに表示されます。又インフラ試験／

 
）Ｓｃａｎ Ｃｈａｉｎ Ｖｉｅｗ 
スキャンチェインリストの作成後、ボード上でのバウンダリスキャンデバイスの接続状態（スキャンチェイン）の表示を

行ないます。表示されているデバイスをクリックすることで、ＢＳＤＬ Ｖｉｅｗに対応するデバイス内のバウンダリスキャ

ンセル情報を表示します。又デバイス上で右クリッ

 

）ＢＳＤＬ Ｖｉｅｗ 
Ｓｃａｎ Ｃｈａｉｎ Ｖｉｅｗで選択されたデバイスのバウンダリスキャン情報を表示します。ＢＳＤＬ Ｖｉｅｗ内のスキャンチ

ェインセ

 

）ＮｅｔＬｉｓｔ Ｖｉｅｗ 
バウンダリスキャンチェインを構成するデバイス間で接続されるネット情報（スキャンネット）が一覧表示されます。ネ

ットリストをダブルクリックすることで対応する
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ベクタ試験後のエラー情報も表示されます。 

（４

エラー発生時コマンドラインをダブルクリックすることで、対応するヘルプを表示します。 
 

 

）Ｃｏｍｍａｎｄ Ｖｉｅｗ 
Ｐｏｗｅｒデバッガの動作状態を表示します。 
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 第２章 ＥＤＩＦファイル

 

２．ＥＤＩＦファイル 

２．１ ＥＤＩＦファイルについて 
 

ＥＤＩＦファイルはＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｄｅｓｉｇｎ Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ Ｆｏｒｍａｔの略でＰＣＢ等の配線情報を表すフォーマットです。ＥＤ

ＩＦのバージョンは現在、１．００から４．００までありますが、バージョン２．００はＡＮＳＩ／ＥＩＡ Ｓｔａｎｄａｒｄ ５４８ － １９

８８で標準化されており、世界中のＥＤＡシステムのネットリストや回路図の標準フォーマットして使用されています。 

 

Ｐｏｗｅｒデバッガ はバージョン２．００のＥＤＩＦフォーマットのみをサポートしています。ＰＣＢの回路図エディタから出力

されるネットリストがＥＤＩＦ２．００となるように設定してください。 

 
 
２．２ ＥＤＩＦファイルの制限について 
 

Ｐｏｗｅｒデバッガでの、ＥＤＩＦファイルのファイル名はプロジェクト作成時、 ”プロジェクト名．ｅｄｆ” の形式となっていま

す。ＥＤＩＦファイル名をこの形式に変更するか、［ツール］－［プロジェクトパラメータ］で、読み込みＥＤＩＦファイルを指定

して下さい。 

 

ＰｏｗｅｒデバッガのＥｄｉｆのサポート範囲は以下のとおりになっています。回路図エントリーツールの出力ファイルオプシ

ョンを以下の形式でＥｄｉｆファイルが出力されるよう設定してください。 

 

（１）Ｐｏｗｅｒデバッガはバージョン２．００Ｌｅｖｅｌ０のＥＤＩＦフォーマットのみをサポートしています。 

 

（２）ＥＤＩＦのキーワードレベルは０のみです。 

 

（３）Ｅｘｔｅｒｎａｌコマンドはサポートしていません。 

 

（４）階層構造はサポートしていません（平面構造のネットリスト）。 

 

（５）トップセルの名前はＥＤＩＦ構造と同じ名前でなければなりません。 

 

（６）外部ライブラリはサポートしていません。 

 

（７）ｃｅｌｌＴｙｐｅは ”ｇｅｎｅｒｉｃ” ， ｖｉｅｗＴｙｐｅ は ”ｎｅｔｌｉｓｔ” のみをサポート 

 

（８）コンポーネントに記述されている内容はＢＳＤＬ（ＤＣＦ）のコンポーネント名、ピン名、ピン番号、信号方向が同じで

ないといけません。 

 

（９）ａｒｒａｙ文やｐｏｒｔＬｉｓｔ文は使用できません。 
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２．３ ＥＤＩＦコマンド 
 
コマンドリファレンス付録Ａを参照して下さい。 照して下さい。 
  
ＥＤＩＦファイル例： ＥＤＩＦファイル例： 

( edif SAMPLE
    ( edifversion 2 0 0 )
    ( ediflevel 2 )
    ( keywordmap ( keywordlevel 0 ) ( comment "Test" ) )
    ( status
        ( written
　　　　    ( timeStamp 2000 7 7 00 00 00 )
        )
    )
    ( library FutureNet_Primitives
        ( ediflevel 0 )
        ( technology ( numberDefinition ( scale 10 33 ( unit POWER ) ) ) )
        ( cell ( rename &_1K "1K" )
        　    Cell Definition
        )

        ( cell ( rename SAMPLE "SAMPLE" )
            ( cellType generic )
            ( view DESIGN
                ( viewtype netlist )
                ( interface
                    ( port TCK_2  ( direction INPUT ) )

                )
                ( contents
                    ( instance X14_22_1
                        Instance Definition
                    )

                    ( net RH2
                        ( joined
                           ( portRef &3 ( instanceRef D2 ) )
                           ( portRef &22 ( instanceRef D7 ) )
                        )
                    )

                )
            )
        )
    )
    ( design ( rename SAMPLE "SAMPLE" )
        ( cellRef SAMPLE
            ( libraryRef FutureNet_Primitives )
        )
    )
)

…

…

…

部品定義

インスタンス

定義

ネット定義

トップセル

定義

…

  
図２．３－１ ＥＤＩＦファイル例 図２．３－１ ＥＤＩＦファイル例 
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３．ＢＳＤＬファイル 

３．１ ＢＳＤＬファイルについて 
 

ＢＳＤＬ（Ｂｏｕｄａｒｙ Ｓｃａｎ Ｄｅｓｃｒｉｂｅｄ Ｌａｎｇｕａｇｅ）はバウンダリスキャン回路の特性を表現したテキストファイルで、

ＶＨＤＬのサブセットとしてＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ｂ－１９９４（ＩＥＥＥ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｔｅｓｔ Ａｃｃｅｓｓ Ｐｏｒｔ ａｎｄ Ｂｏｕｎｄａ

ｒｙ－Ｓｃａｎ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ） に規定されています。 

 

ＢＳＤＬファイルはデバイスメーカーから取得します。最近ではインターネットのｗｅｂ上でサポートするメーカーが増えて

きました。インストールＣＤに代表的なデバイスのＢＳＤＬファイルが格納されています。データは必ず最新情報を確認

の上御使用下さい。 

 

回路図で使用しているＢＳＤＬファイルを ”デバイス名．ｂｓｄ” の形式でプロジェクトのＢＳＤＬディレクトリ（\\プロジェク

トディレクトリ\ＢＳＤＬ１或いはＢＳＤＬ２）に保存します。 
 

 
３．２ ＢＳＤＬファイルの変換 
 

ＢＳＤＬファイルはＶＨＤＬのサブセットとして規定されており、そのフォーマットはＶＨＤＬの表記法と同様な構成となって

います。このためピン名の変更等のユーザーによる作業を自動化するのは困難です。そこでＰＣＢデバッガでは、ＢＳＤ

Ｌフォーマットを単純な構造のＤＣＦファイルに変換することで汎用のテキストエディタやテキスト変換ツール（ａｗｋ，ｓｅｄ

等）を用いた変更を容易にしています。 

 

ＢＳＤＬファイルのＤＣＦファイルへの変換はＢＳＤＬ->ＤＣＦ変換ダイアログ（［部品］－［ＢＳＤＬ->ＤＣＦ］）で行ないます。 

 
 
３．３ ＢＳＤＬファイルの制限 
 
（１）ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９０ 、 ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９３ 、 ＳＴＤ＿１１４９＿１＿２００１ ＢＳＤＬに対応。 
 
（２）Ｕｓｅｒ Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎｓ ｔｏ ＢＳＤＬ 及び Ｕｓｅｒ－Ｓｕｐｐｌｉｅｄ ＶＨＤＬ ｐａｃｋａｇｅ には未対応 
 
（３）ＤＣＦファイルに変換されない構文に関して、文法チェックは行なわれますが、内容に関しては無視されます。 
 
（４）ＢＳＤＬの各定義文は ＢＳＤＬ ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ （コマンドリファレンス付録Ｂ ＢＳＤＬコマンド） に示される順で定義

されていなければなりません。（ＩＥＥＥ Ｓｔｄ．１１４９．１ｂ－１９９４） 
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３．４ ＢＳＤＬコマンド Ｌコマンド 
  
  
コマンドリファレンス 付録Ｂ を参照して下さい。 コマンドリファレンス 付録Ｂ を参照して下さい。 
  

ＢＳＤＬファイル例： ＢＳＤＬファイル例： 

ｅｎｔｉｔｙ　ｘｘｘｘｘｘｘｘ　ｉｓ

－－　Ｇｅｎｅｒｉｃ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ

－－　Ｌｏｇｉｃａｌ　ｐｏｒｔ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ

－－　Ｕｓｅ　ｓｔａｔｅｍｅｎｔ

　　　ｕｓｅ　ＳＴＤ＿１１４９＿１１９９４．ａｌｌ；　　－－　Ｇｅｔ　Ｓｔｄ　１１４９．１　１１９４　ａｔｔｒｉｂｕｔｅ　ａｎｄ　ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ

－－　Ｄｅｖｉｃｅ　ｐａｃｋａｇｅ　ｐｉｎ　ｍａｐｐｉｎｇ

－－　Ｓｃａｎ　ｐｏｒｔ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ

－－　Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｓｔｅｒ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ

－－　Ｂｏｕｎｄａｒｙ　ｓｃａｎ　ｒｅｇｉｓｔｅｒ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ

ｅｎｄ　ｘｘｘｘｘｘｘｘ

ｐａｃｋａｇｅ　ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４　ｉｓ

－－　Ｇｉｖｅ　ｐｉｎ　ｍａｐｐｉｎｇ　ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ

－－　Ｇｉｖｅ　ＴＡＰ　ｃｎｔｒｏｌ　ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ

－－　Ｇｉｖｅ　Ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ　ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ

－－　Ｇｉｖｅ　ＩＤ　ａｎｄ　ＵＳＥＲ　ｃｏｄｅ　ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ

－－　Ｇｉｖｅ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ　ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ

－－　Ｇｉｖｅ　ｂｏｕｄａｒｙ　ｃｅｌｌ　ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ

－－　Ｂｏｕｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ　ｄｅｆｅｒｒｅｄ　ｃｎｓｔａｎｔｓ（ｓｅｅ　ｐａｃｋａｇｅ　ｂｏｄｙ）

ｃｏｎｓｔａｎｔ　ＢＣ：ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ；

－－　Ｂｏｕｎｄａｒｙ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ　ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ

－－　Ｍｉｓｃｅｌｌａｎｅｏｕｓ　ｄｅｃｌａｒａｔｉｏｎｓ

ｅｎｄ　ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４；　－－Ｅｎｄ　ｏｆ　１１４９．１－１９９４　Ｐａｃｋａｇｅ

ｐａｃｋａｇｅ　ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４　ｉｓ －－Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｂｏｕｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌｓ

ｃｏｎｓｔａｎｔ　ＢＣ＿１：ＣＥＬＬ＿ＩＮＦＯ　：＝

（Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ　ｔｒｉｐｌｅｓ　ｄｅｓｃｒｉｂｉｎｇ　ｃｅｌｌ　ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ）；

－－　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｏｔｈｅｒ　ｃｅｌｌｓ

ｅｎｄ　ＳＴＤ＿１１４９＿１＿１９９４；　－－Ｅｎｄ　ｏｆ　１１４９．１　Ｐａｃｋａｇｅ　ｂｏｄｙ

  

図３．４－１ ＢＳＤＬファイル例 図３．４－１ ＢＳＤＬファイル例 
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４．ＤＣＦファイル 

４．１ ＤＣＦファイルについて 
 

ＤＣＦ（Ｄｅｖｉｃｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｆｏｒｍａｔ）ファイルはＢＳＤＬファイルの記述を単純化したテキストファイルです。Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｂ

ｕｇｇｅｒ は部品情報をＤＣＦの形式で読み取ります。ＢＳＤＬファイルからＤＣＦファイルへの変換はＰｏｗｅｒ Ｄｅｂｕｇｇｅｒ 

アプリケーション内の ＢＳＤＬ->ＤＣＦ変換ダイアログ（［部品］－［ＢＳＤＬ－＞ＤＣＦ］）で行ないます。 

 

○部品名の一致について 

ＥＩＤＦ内のライブラリで定義されている部品名とその部品に対応するＤＣＦ内のＣｏｍｐｏｒｎｅｎｔ文で定義されている内容

が一致していなければなりません。ＰＣＢデバッガは、ＤＣＦディレクトリ内のＤＣＦファイルを全て読み込み、ＤＣＦファイ

ル内のコンポーネント名でＥＤＩＦ内のライブラリに定義されている部品名と結びつけます。 

 

使用している回路図エントリーツールの部品ライブラリがＢＳＤＬファイルのコンポーネント名を認識し、出力するＥＤＩＦフ

ァイル内の部品名がＢＳＤＬファイルのコンポーネント名を使用していれば問題ありません。しかし、回路図エントリーツ

ールの部品ライブラリが独自のライブラリを使用し、出力するＥＤＩＦファイル内の部品名とＢＳＤＬファイル内のコンポー

ネント名が一致していない場合は、以下のいずれかの作業が必要となります。 

 

（１）回路図エントリーツールの部品ライブラリを変更し部品名をＢＳＤＬファイルコンポーネント名と一致させる。 

 

（２）ＥＤＩＦファイルを編集し、ＥＤＩＦファイル内の部品名に関する記述をすべてＢＳＤＬ（ＤＣＦ）ファイルのコンポーネン

ト名と一致させる。 

 

（３）ＤＣＦファイルのコンポーネント名を回路図エントリーツールの部品ライブラリと一致させる。 

 

解として（１）の方法ができれば問題ありませんが、ライブラリの変更は相当の作業となり、既存資産との連携もあるた

め簡単にはできないことが予想されます。 

（２）（３）の方法はライブラリの変更なしに、プロジェクト単位での作業が可能です。 
 

（２）のＥＤＩＦファイルを編集する場合テキストエディタを用いての手作業の編集が必要となります。ＥＤＩＦファイル内で回

路図エントリーツールの部品ライブラリで使用されているデバイス名やピン名等の全ての記述をＢＳＤＬファイルのコン

ポーネント名に変換します。一括変換ファイルを作成し、まとめて変換する方法や、テキストエディタのマクロを使用す

る方法もありますが、変換間違い（ａｂｃを変換するのにａｂｃｄｅのａｂｃ部分が間違って変換される）に注意する必要があ

ります。またＥＤＩＦ構文の文法の知識も必要となります。 

 

（３）の方法は最も有効な方法といえます。ＤＣＦファイルのコンポーネント文の値を回路図エントリーツールの部品名に

合わせる方法です。ＤＣＦファイルは ”属性 （スペース） 値” 形式の単純な構文のため属性（ここでは ”Ｃｏｍｐｏｎｅ

ｎｔ” ）をキーワードにしてａｗｋコマンドを用いて変換をかければ間違いなく変換が可能です。 

 

さらに簡単な方法としてＢＳＤＬファイルを取得してプロジェクトディレクトリのＢＳＤＬディレクトリにコピーする際にＢＳＤＬ

のファイル名を”回路図エントリーツールの部品名．ｂｓｄ”の形式で保存する方法です。この様な形式で保存したＢＳＤＬ
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ファイルを［ＢＳＤＬ－＞ＤＣＦ］変換ダイアログでＤＣＦファイルに変換する際、『コンポーネント名にＢＳＤＬファイル名を

使用する。』オプションをチェックしておくことで回路図エントリーツールの部品名がＤＣＦファイルのコンポーネント名に

使用され、回路図エントリーツールの部品名に対応したＤＣＦファイルが生成されます。（詳細は 『コマンドリファレンス 

２．３．１章 ［ＢＳＤＬ－＞ＤＣＦ］コマンド』 を参照して下さい） 

 

 

４．２ ＤＣＦファイルコマンド 
 
コマンドリファレンス 付録Ｃ を参照して下さい。 
 

ＤＣＦファイル例： 

//
// このファイルはＰＣＢデバッガによって作成されました。

// Copyright Debug Solutions
// Tab = 4 を推奨

//

Target sn74bct8244
SourceBsdl E:¥Jtag¥Jtag¥Sample¥BsdlNet¥BCT8244.bsd
BsdlUpdate 957431992
BsdlSize 4411
NumOfPin 24

// Package Pin Definition
//
// No. Pin_Nam Property
Pin 1 "1GN" IN
Pin 2 "1Y1" OUTZ

Pin 23 "1A1" IN
Pin 24 "2GN" IN

TCK 13
TDi 14
TDo 11
TMS 12

//
// Instruction Register Definition
//
InstrLength 8
InstCapture 10000001

InstExtest 00000000
InstSampleP 00000010
InstBypass 11111111

//      Scan Cell Definition
// No. Cell Pin Pin Attrib Safe Cont Val to Disable
// Name Name Num Bit CellNumDisable Value
//
Cell 0 BC_1 "2Y4" 10 Output3 X 16 1 Z
Cell 1 BC_1 "2Y3" 9 Output3 X 16 1 Z

Cell 15 BC_1 "1A1" 23 Input X - - -
Cell 16 BC_1 "2GN" 24 Input X * - -
Cell 17 BC_1 "1GN" 1 Input X * - -

BSRegLength 18

…… … …

…… … …… … … …… …

図４．２－１ ＤＣＦファイル例 
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５．試験環境 

５．１ 試験系構成 

 

Ｐｏｗｅｒ ＤｅｂｕｇｇｅｒはＩＢＭ ＰＣ互換機にインストールして使用します。ターゲットボードとはプリンタポートに接続され

たアダプタからケーブルを使用して接続します。 

ターゲットボード

ＩＢＭ互換ＰＣ

図５．１－１ 試験系構成図 
 

※Ｂｉｏｓの設定：ターゲットボードへのインターフェースはＰＣのプリンタポートを使用するため、ＰＣのプリンタポートを有

効にする必要があります。ＰＣのＢｉｏｓの設定でパラレルポートを有効にして下さい。 

 

 

５．２ アダプタの設定 
 

標準添付のＰＤＡ００１アダプタを使用時はデフォルトの設定で御使用下さい。 
 

表５．２－１ アダプタの設定 

 信号 方向 デフォルト 割当信号 

１ ＴＣＫ 出力［ＰＣ → Ｔａｒｇｅｔボード］ Ｄ１ Ｄ０～Ｄ７の信号のいずれかに割りつけます。

２ ＴＭＳ 出力［ＰＣ → Ｔａｒｇｅｔボード］ Ｄ３ Ｄ０～Ｄ７の信号のいずれかに割りつけます。

３ ＴＤＩｏ 出力［ＰＣ → Ｔａｒｇｅｔボード］ Ｄ５ Ｄ０～Ｄ７の信号のいずれかに割りつけます。

４ ＴＤＯｉ 入力［Ｔａｒｇｅｔボード → ＰＣ］ －ＢＵＳＹ －ＢＵＳＹ，－ＡＣＫ，ＰＥ，ＳＥＬＥＣＴ，－ＥＲＲ

ＯＲの信号のいずれかに割りつけます。 

５ ＴＲＳＴ 出力［ＰＣ → Ｔａｒｇｅｔボード］ Ｄ７ Ｄ０～Ｄ７の信号のいずれかに割りつけます。

６ ＥＮ 出力［ＰＣ → Ｔａｒｇｅｔボード］ －＊１ Ｄ０～Ｄ７の信号のいずれかに割りつけます。

７ ＸＥＮ 出力［ＰＣ → Ｔａｒｇｅｔボード］ －＊１ Ｄ０～Ｄ７の信号のいずれかに割りつけます。

＊１：オプションです。ＰＤＡ０００１には割りつけることができません。フラットケーブルで御使用下さい。 

 

バウンダリスキャン試験を行なう５本の信号（ＴＣＫ，ＴＭＳ，ＴＤＯｉ，ＴＤＩｏ，ＴＲＳＴ）はプリンタポートから入出力を行いま

す。これらの信号をプリンタポートのどの信号に割りつけるかを設定します。信号の割付にはメニューの［ツール］－［ア

ダプタの設定］を選択します。（ＰＤＡ００１使用時） 
プリンタポートアドレスはデフォルトで現状使用されているＩ／Ｏアドレスが設定されますが、複数のプリンタポートが割り

つけられている場合や、異なるポートアドレスを使用する場合はマニュアルで設定して下さい。 
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Ｏ／ＳにＷｉｎｄｏｗｓＮＴを使用している場合には，専用のプリンタポートＩ／Ｏドライバ（ＰＤＰｏｒｔＩＯ．ｓｙｓ）が必要です。Ｐ

ＤＰｏｒｔＩＯ．ｓｙｓファイルはＰＤＰｏｒｔＩＯドライバのインストール時にシステムドライブ：￥￥ＷＩＮＮＴ￥Ｓｙｓｔｅｍ３２￥Ｄｒｉｖｅ

ｒｓ の下にコピーされ、設定が行われます。 
 
 
５．３ ＴＲＳＴ信号 
 

ＴＲＳＴ信号はデバイス内のバウンダリスキャン回路を初期化するための非同期リセット信号です。通常”Ｌ”レベルを入

力することで、バウンダリスキャン回路をリセットし、ＴＥＳＴ＿ＬＯＧＩＣ＿ＲＥＳＥＴシーケンスに移行します。この状態で

は内部論理回路と外部ピンが接続された状態となり，デバイスの通常動作が行なえるようになります。 

 

ＴＣＫの５回以上のＴＭＳ＝”１”の入力でＴＥＳＴ＿ＬＯＧＩＣ＿ＲＥＳＥＴに遷移することから、ＴＲＳＴ信号はオプションとな

っており、ターゲットボードにＴＲＳＴ信号を必要とするデバイスが存在する場合に使用します。 

 

Ｐｏｗｅｒ ＤｅｂｕｇｇｅｒではＴＲＳＴ信号が有効な場合、ＴＲＳＴ信号のパルス幅はＴＥＳＴ＿ＬＯＧＩＣ＿ＲＥＳＥＴステートの有

効間隔となります。ＴＲＳＴ信号有効／無効設定は ［ツール］－［アダプタの設定］ ＬＰＴポートタブで、リセット幅は、 

［ツール］－［オプション］ 生成＆試験タブで行ないます。 

 
 
５．４ ＥＮ，ＸＥＮ信号 
 

ＥＮ，ＸＥＮ信号はＰｏｗｅｒ ＤｅｂｕｇｇｅｒがＪｔａｇポートを使用しているか、使用していないかを示す信号です。Ｐｏｗｅｒ Ｄｅ

ｂｕｇｇｅｒ以外にＪｔａｇを使用するツールを共用して使用することができます。 

 

表５．４－１　ＥＮ，ＸＥＮの論理

 

例えば、ＣＰＵを搭載するボードであれば、ＩＣＥを使用してデバッグすることがあります。Ｊｔａｇポートが一つであれば、Ｐ

ｏｗｅｒ Ｄｅｂｕｇｇｅｒ と ＩＣＥ それぞれ使用する際にケーブルを付け替える必要があります。しかし、実装が許せば、ボ

ードにＪｔａｇポートを２個設け、Ｐｏｗｅｒ ＤｅｂｕｇｇｅｒのＥＮ，ＸＥＮを使用することでケーブルの差し替え無しにデバッグを

進めることが可能となります。以下にその回路例を示します。 

 

状態 ＥＮ ＸＥＮ

Ｐｏｗｅｒ　Ｄｅｂｕｇｇｅｒが試験実行中 Ｈ Ｌ

Ｐｏｗｅｒ　Ｄｅｂｕｇｇｅｒがアイドル Ｌ Ｈ
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ＴＤｏ

ＴＣＫ

ＴＭＳ

ＴＲＳＴ

ＴＤｉ

ＬＳＩ 

ＸＥＮ

ＸＥＮ

ＥＮ

ＸＥＮ

ＴＤｏ

ＴＣＫ

ＴＭＳ

ＴＲＳＴ

ＴＤｉ

ＸＥＮ

ＸＥＮ

次のＬＳＩへ 

最後のＬＳＩから 

他 の バ ウ

ンダリスキ

ャンツール 

Ｐｏｗｅｒ 
Ｄｅｂｕｇｇｅｒ 

：Ｖｃｃにプルアップ 

Ｒ 
Ｒ 
Ｒ 
Ｒ 

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｒ 
Ｒ 
Ｒ 
Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ 

Ｒ

図５．４－１ 他のバウンダリスキャンツールとの混在回路例 

Ｎ，ＸＥＮの設定は［ツール］－［アダプタの設定］ ＬＰＴポートタブ行います。 

．５ プリンタポートへの接続 

たい場合や電気的インターフェースを変換する場合はＰＣとターゲットＰＣＢの間に

作コネクタを使用してください。 

 

 

Ｅ

 

 

５

 

プリンタポートとターゲットになるＰＣＢは添付のＰＤＡ００１アダプタを介して接続します。コネクタは物理的な配線のみ

で、レベル変換やバッファは入っていません。又パソコンのプリンタポートはＴＴＬ５Ｖインターフェースなので、３．３Ｖと

のインターフェースする場合は注意が必要です。又バッファリングをしているわけではないので、配線長はできるだけ短

くする必要があります。配線を長くし

自
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５．６ ＰＤＡ００１アダプタのピン配置 
 

ＰＤＡ００１はプリンタポートのＤＳＵＢ２５コネクタをＲＪ４５コネクタに変換するためのアダプタです。内部の信号はバッフ

ァリングされておらず、単純に接続されているだけです。 

 

          プリンタポート接続側                     ターゲットボード接続側 

 

図５．６－１ ＰＤＡ００１アダプタ外観図 

 

（１）プリンタポート側［ＤＳＵＢ２５－オス］ 

コネクタのピン番号の並びがＰＣのプリンタポートコネクタと異なるため、ピン番号のに対する信号名称の並びが異なっ

ています。 

試験の実行の前に ＳＥＬＥＣＴ（１３） 信号と 
＊ＡＵＴＯ（１４） 信号の導通チェックを行い、ア

ダプタの接続確認を行います。（オプション） 
Ｒ

２５

１３１２

２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５１４

１１１００９０８０７０６０５０４０３０２０１

 

図５．６－２ ＰＤＡ００１プリンタポート側ピン配置 

表５．６－１ ＰＤＡ００１プリンタポート側ピン配置 
ピン番号 信号名称 接続先＊１ 信号 ピン番号 信号名称 接続先＊１ 信号 

１ Ｎ．Ｃ． － － １４ ＊ＡＵＴＯ （１３） 内部接続 

２ Ｎ．Ｃ． － － １５ Ｎ．Ｃ． － － 

３ Ｄ１ １ ＴＣＫ １６ Ｎ．Ｃ． － － 

４ Ｎ．Ｃ． － － １７ Ｎ．Ｃ． － － 

５ Ｄ３ ３ ＴＭＳ １８ Ｎ．Ｃ． － － 

６ Ｎ．Ｃ． － － １９ ＧＮＤ ２ ＧＮＤ 

７ Ｄ５ ４ ＴＤＩｏ ２０ Ｎ．Ｃ． － － 

８ Ｎ．Ｃ － － ２１ Ｎ．Ｃ． － － 

９ Ｄ７ ５ ＴＲＳＴ ２２ Ｎ．Ｃ． － － 

１０ Ｎ．Ｃ － － ２３ ＧＮＤ ６ ＧＮＤ 

１１ ＢＵＳＹ ７ ＴＤＯｉ ２４ Ｎ．Ｃ． － － 

１２ Ｎ．Ｃ． － － ２５ ＧＮＤ ８ ＧＮＤ 

１３ ＳＥＬＥＣＴ （１４） 内部接続     

＊１：ターゲットボード接続側のＲＪ４５コネクタのピン番号です。但し１３、１４ピンは内部でショートされてい

ます。 
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（２）ターゲットボード側［ＲＪ４５］ 

表 ５．６－ ２　ター ゲ ットボ ー ド側 ［ＲＪ４５］ピ ン 配 置

ピ ン 番 号 信 号 接 続 先 ＊ １

１ ＴＣＫ Ｄ １（０３）

２ ＧＮＤ Ｇ ＮＤ（１９）

３ ＴＭ Ｓ Ｄ ３（０５）

４ ＴＤ Ｉｏ Ｄ ５（０７）

５ ＴＲＳＴ Ｄ ７（９）

６ ＧＮＤ Ｇ ＮＤ（２３）

７ ＴＤＯ ｉ ＢＵＳＹ（１１）

８ ＧＮＤ Ｇ ＮＤ（２５）

＊ １ ：プ リ ン タ ポ ー ト 側 の Ｄ Ｓ Ｕ Ｂ ２ ５コ ネ ク タ の ピ

ン 名 称 で す 。（）内 は ピ ン 番 号 で す 。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

図５．６－３ ターゲットボード側［ＲＪ４５］ピン配置 

 

 

５．７ プリンタポートのピン配置 
 

ＩＢＭ ＰＣ互換ＰＣのプリンタポートを以下に示します。プリンタポートコネクタのピン番号の並びがＰＤＡ００１アダプタの

と異なるため、ピン番号のに対する信号名称の並びが異なっています。 

表５．７－１ プリンタポートのピン配置 
番号 信号 ＩＯ 論理 内容 

１ ＊ＳＴＲＯＢＥ Ｏ 負 プリンタストローブパルス信号 
２ Ｄ０ 
３ Ｄ１ 
４ Ｄ２ 
５ Ｄ３ 
６ Ｄ４ 
７ Ｄ５ 
８ Ｄ６ 
９ Ｄ７ 

ＩＯ 正 入出力データ信号。 
（Ｄ０：ＬＳＢ，Ｄ７：ＭＳＢ） 

１０ ＊ＡＣＫ Ｉ 負 プリンタからのＡＣＫ信号 

１１ ＢＵＳＹ Ｉ 正 プリンタビジー信号 

１２ ＰＡＰＥＲ＿ＥＮＤ Ｉ 正 プリンタペーパーエンド信号 

１３ ＳＥＬＥＣＴ Ｉ 正 プリンタセレクト信号 

１４ ＊ＡＵＴＯ Ｏ 負 オートフィード信号 

１５ ＊ＥＲＲＯＲ Ｉ 負 プリンタエラー信号 

１６ ＊ＲＥＳＥＴ Ｏ 負 プリンタリセットパルス信号 

１７ ＊ＳＥＬＥＣＴＩＮ Ｏ 負 セレクト入力信号 

１８ ＧＮＤ 
１９ ＧＮＤ 
２０ ＧＮＤ 
２１ ＧＮＤ 
２２ ＧＮＤ 
２３ ＧＮＤ 
２４ ＧＮＤ 
２５ ＧＮＤ 

－ － ＧＮＤ信号 

 

２５

１３

＊ＡＵＴＯ
＊ＳＴＲＯＢＥ

１２

２４

２３

２２

２１

２０

１９

１８

１７

１６

１５

１４

１１

１０

０９

０８

０７

０６

０５

０４

０３

０２

０１

Ｄ０

Ｄ１

Ｄ２

Ｄ３

Ｄ４

Ｄ５

Ｄ６

Ｄ７

＊ＡＣＫ

ＢＵＳＹ

ＰＡＰＥＲ＿ＥＮＤ

ＳＥＬＥＣＴ

＊ＥＲＲＯＲ

＊ＩＮＴ

＊ＳＥＬＥＣＴＩＮ

ＧＮＤ

ＧＮＤ

ＧＮＤ

ＧＮＤ

ＧＮＤ

ＧＮＤ

ＧＮＤ

ＧＮＤ

図５．７－１ プリンタポートのピン配置 
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５．８ ＰＤＡ００２アダプタ 
 

ＰＤＡ００２はＵＳＢインターフェースを用いたポートアダプタです。ＰＤＡ００２アダプタの特徴を以下に示します。 

 

ＵＳＢ側： 

・ＵＳＢ１．１ 

 

Ｉ／Ｏポート側： 

・３．３Vインターフェース（５Ｖトレラント） 

 

※Ｃｙｐｒｅｓｓ社製ＥＺ－ＵＳＢ（ＡＮ２１３１ＳＣ）からの信号を直接引き出しています。電気的インターフェースは、ＥＺ

－ＵＳＢ（ＡＮ２１３１ＳＣ）のデータシート（http://www.cypress.com/) 「Ｃｈａｐｔｅｒ１３ ＥＺ－ＵＳＢ ＡＣ／ＤＣ Ｐａ

ｒａｍｅｔｅｒｓ」 を参照願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 

１９ｍｍ × ４３ｍｍ × １８ｍｍ （縦／横／高さ） 突起部含まず 
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Ａ１３ Ａ１２ Ａ１１ Ａ１０ Ａ９ Ａ８ Ａ７ Ａ６ Ａ５ Ａ４ Ａ３ Ａ２ Ａ１ 

Ｂ１３ Ｂ１２ Ｂ１１ Ｂ１０ Ｂ９ Ｂ８ Ｂ７ Ｂ６ Ｂ５ Ｂ４ Ｂ３ Ｂ２ Ｂ１ 

 

 

図５．８－１ ＰＤＡ００２アダプタのピン配置 

 
ＤＡ００２アダプタ側コネクタ： 

6PA-2.54DSA 
 

ーブル側適応コネクタ： 
ヒロセ電機 HIF3BA-26DA-2.54R 

 

 

表 ５ ． ８ － １  Ｐ Ｄ Ａ ０ ０ ２ の ピ ン 配 置  
番 号  信 号  ＩＯ 論 理 内 容  

Ａ １  Ｇ ｎ ｄ    Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ｂ １  Ｇ ｎ ｄ    Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ ２  Ｖ ｕ ｓ ｂ (＋ ５ Ｖ ) －  －  Ｕ Ｓ Ｂ イ ン タ ー フ ェ ー ス ５ Ｖ 出 力  

Ｂ ２  Ｖ ｕ ｓ ｂ (＋ ５ Ｖ ) －  －  Ｕ Ｓ Ｂ イ ン タ ー フ ェ ー ス ５ Ｖ 出 力  

Ａ ３  Ｎ ． Ｃ ．  －  －  Ｎ ． Ｃ ．  

Ｂ ３  Ｖ ｃ ｃ ３ ． ３  －  －  ３ ． ３ Ｖ 出 力  

Ａ ４  Ｓ Ｄ Ａ  －  －  使 用 不 可  

Ｂ ４  Ｓ Ｃ Ｌ  －  －  使 用 不 可  

Ａ ５  Ｐ Ｃ ７  Ｉ  正  汎 用 入 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｄ ｏ ｉ） ＊ １  

Ｂ ５  Ｐ Ｂ ０  Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト  

Ａ ６  Ｐ Ｃ ６  Ｉ  正  汎 用 入 力 ポ ー ト  

Ｂ ６  Ｐ Ｂ １  Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｄ ｉｏ ） ＊ １  

Ａ ７  Ｐ Ｃ ５  Ｉ  正  汎 用 入 力 ポ ー ト  

Ｂ ７  Ｐ Ｂ ２  Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｍ Ｓ ） ＊ １  

Ａ ８  Ｐ Ｃ ４  Ｉ  正  汎 用 入 力 ポ ー ト  

Ｂ ８  Ｐ Ｂ ３  Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｃ Ｋ ） ＊ １  

Ａ ９  Ｐ Ｃ ３  Ｉ  正  汎 用 入 力 ポ ー ト  

Ｂ ９  Ｐ Ｂ ４  Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト  

Ａ １ ０  Ｐ Ｃ ２  Ｉ  正  汎 用 入 力 ポ ー ト  
Ｂ １ ０  Ｐ Ｂ ５  Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト  
Ａ １ １  Ｐ Ｃ １  Ｉ  正  汎 用 入 力 ポ ー ト  
Ｂ １ １  Ｐ Ｂ ６  Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト  
Ａ １ ２  Ｐ Ｃ ０  Ｉ  正  汎 用 入 力 ポ ー ト  
Ｂ １ ２  Ｐ Ｂ ７  Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト  
Ａ １ ３  Ｐ Ａ ５  －  －  使 用 不 可  
Ｂ １ ３  Ｐ Ａ ４  －  －  使 用 不 可  

＊ １ ： デ フ ォ ル ト 設 定  

 

コネクタ 

Ｐ

ヒロセ電機 HIF3F-2

ケ
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５．９ ＰＤＡ０１２アダプタ 
 

ＰＤＡ０１２はＵＳＢ２．０インターフェースを用いたポートアダプタです。ＰＤＡ０１２アダプタの特徴を以下に示します。 

 

インターフェース 

ＵＳＢ側： 

ＵＳＢ２．０ 

 

Ｉ／Ｏポート側： 

  ３．３Vインターフェース（５Ｖトレラント） 

 

※FPGA(XC2S100-5TQ144C XILINX) からの信号を直接引き出しています。電気的インターフェースは、XC2S100の

データシート(http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds001.pdf)を参照願います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 

５８ｍｍ × ７７ｍｍ × ３１ｍｍ （縦／横／高さ） 突起部含まず 
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ピン配置 

 
 
 

Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６ Ｂ７ Ｂ８ Ｂ９ Ｂ１０

Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５ Ａ６ Ａ７ Ａ８ Ａ９ Ａ１０

 

図５．９－１ ＰＤＡ０１２アダプタのピン配置 

表 ５ ． ９ － １  Ｐ Ｄ Ａ ０ １ ２ の ピ ン 配 置  

番 号  
ケ ー ブ ル  

ピ ン 番 号  
信 号  ＩＯ  論 理 内 容  

Ａ １  １  Ｌ ｏ ｏ ｐ Ｏ ｕ ｔ  Ｏ  正  ケ ー ブ ル チ ェ ッ ク ＊ １  
Ｂ １  ２  Ｖ ｃ ｃ ３ ． ３  －  －  ３ ． ３ Ｖ  
Ａ ２  ３  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ０ Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｃ Ｋ ）  
Ｂ ２  ４  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  
Ａ ３  ５  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ１ Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｍ Ｓ ）  
Ｂ ３  ６  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  
Ａ ４  ７  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ２ Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｄ ｉｏ ）  
Ｂ ４  ８  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ ５  ９  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ３ Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｒ Ｓ Ｔ ）  

Ｂ ５  １ ０  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ ６  １ １  Ｄ ａ ｔａ Ｉｎ  I  正  Ｔ Ｄ ｏ ｉ信 号 入 力 ポ ー ト  

Ｂ ６  １ ２  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ ７  １ ３  Ｎ .Ｃ .   －  －  Ｒ ｅ ｓ ｅ ｒｖ ｅ 信 号  

Ｂ ７  １ ４  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ ８  １ ５  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ４ Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｅ Ｎ ）  

Ｂ ８  １ ６  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ ９  １ ７  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ５ Ｏ  負  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｘ Ｔ Ｅ Ｎ ）  

Ｂ ９  １ ８  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ １ ０  １ ９  Ｌ ｏ ｏ ｐ Ｉｎ  I  正  ケ ー ブ ル チ ェ ッ ク ＊ １  

Ｂ １ ０  ２ ０  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

 

＊１：ケーブルチェック信号。ハード的にＡ１（ケーブルピン番号１）とＡ１０信号（ケーブルピン番号１９）をショートしておく

とで、ケーブル接続チェック機能を使用することが可能となります。 

ネクタ 

ＰＤＡ

ヒロセ電機 HIF3BA-20PA-2.54DS 

ケー

ヒロセ電機 HIF3BA-20DA-2.54R 

こ

 
 
コ

 
０１２アダプタ側コネクタ： 

 
ブル側適応コネクタ： 
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性能 
ＰＤＡ０１２アダプタは、ＵＳＢ２．０インターフェース使用時で、ＪＴＡＧポートデータ論理転送レートは、最大１．８７５ＭＨｚ

なります。又物理速度は、３．７５ＭＨｚとなります。 

ＬＥＤの説明

 
未） 

、点灯：５Ｖ供給） 

  （消灯：アクセスなし 、点滅：アクセス中） 
ＬＥＤ４ ： 未使用 

 

と

 

 

 

上面図 
L
E
D

4
L
E
D

3
L
E
D

2
L
E
D

1

ＵＳＢコネクタ 

未使用 

ダウンロード完了 

Ｐｏｗｅｒ LED 

 Ａｃｃｅｓｓ LED 

バウンダリ 

スキャンポート 

 

ＬＥＤ１ ： ダウンロード未表示 （消灯：ダウンロード完了、点灯：ダウンロード

ＬＥＤ２ ： Ｐｏｗｅｒ状態表示  （消灯：５Ｖ断 

ＬＥＤ３ ： バウンダリスキャンポートＡｃｃｅｓｓ状態表示 
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ケーブルチェック制御 

ターゲットボードでＡ１（ケーブルピン番号１）とＡ１０信号（ケーブルピン番号１９）をショートしておくことで、バウンダリス

キャン試験時にケーブル接続チェック機能を使用することが可能となります 

 

 

ターゲットボード 

ＩＢＭ互換ＰＣ ターゲットボード上

でショートしておく 

ＰＤＡ０１２

 

 

 

注意 
ＰＤＡ０１２アダプタはバスパワーから，３００ｍＡ（データ転送時）を必要とします。ＰＤＡ０１２アダプタを接続するＵＳＢ

ポートに

※

は、充分な電流供給能力があるポートを使用してください。（ＰＣのＵＳＢポートに直接接続することを推奨し

ます。） 

ターゲットボードと接続するケーブルは、必ずターゲットボードの電源をオフした状態で抜き差しを行ってください。 

 

 
※

 

 
25 Ｄｅｂｕｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ   Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｂｕｇｇｅｒ Ｕｓｅｒ’ｓ Ｍａｎｕａｌ 



 第５章 試験環境

 

５．１０ ＰＤＡ０１３アダプタ 
 

ＰＤＡ０１３はＵＳＢ２．０インターフェースを用いたポートアダプタです。ＰＤＡ０１３アダプタの特徴を以下に示します。 

 

インターフェース 

ＵＳＢ側： 

ＵＳＢ２．０ 

 

Ｉ／Ｏポート側： 

  ２．５Vもしくは３．３Vインターフェース（５Ｖトレラント） 

 

※バウンダリスキャン信号は、ＳＮ74ＡＬＶＴＨ16244 でバッファリングされています。電気的インターフェースは、ＴＩ社

ＳＮ74ＡＬＶＴＨ16244のデータシートを参照願います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイズ 

９０．４ｍｍ × ５０ｍｍ × ２６ｍｍ （縦／横／高さ） 突起部含まず 
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ピン配置 

 
 
 

Ａ１０ Ａ９ Ａ８ Ａ７ Ａ６ Ａ５ Ａ４ Ａ３ Ａ２ Ａ１

Ｂ１０ Ｂ９ Ｂ８ Ｂ７ Ｂ６ Ｂ５ Ｂ４ Ｂ３ Ｂ２ Ｂ１

 

図５．１０－１ ＰＤＡ０１３アダプタのピン配置 

表 ５ ． ９ － １  Ｐ Ｄ Ａ ０ １ ３ の ピ ン 配 置  

番 号  
ケ ー ブ ル  

ピ ン 番 号  
信 号  ＩＯ  論 理 内 容  

Ａ １  １  Ｌ ｏ ｏ ｐ Ｏ ｕ ｔ  Ｏ  正  ケ ー ブ ル チ ェ ッ ク ＊ １  
Ｂ １  ２  Ｖ ｃ ｃ ３ ． ３  －  －  ３ ． ３ Ｖ  
Ａ ２  ３  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ０ Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｃ Ｋ ）  
Ｂ ２  ４  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  
Ａ ３  ５  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ１ Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｍ Ｓ ）  
Ｂ ３  ６  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  
Ａ ４  ７  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ２ Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｄ ｉｏ ）  
Ｂ ４  ８  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ ５  ９  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ３ Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｒ Ｓ Ｔ ）  

Ｂ ５  １ ０  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ ６  １ １  Ｄ ａ ｔａ Ｉｎ  I  正  Ｔ Ｄ ｏ ｉ信 号 入 力 ポ ー ト  

Ｂ ６  １ ２  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ ７  １ ３  Ｖ ｃ ｃ ２ ． ５ Ｖ －  －  ２ ． ５ Ｖ  

Ｂ ７  １ ４  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ ８  １ ５  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ４ Ｏ  正  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｔ Ｅ Ｎ ）  

Ｂ ８  １ ６  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ ９  １ ７  Ｄ ａ ｔａ Ｏ ｕ ｔ５ Ｏ  負  汎 用 出 力 ポ ー ト （ Ｘ Ｔ Ｅ Ｎ ）  

Ｂ ９  １ ８  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

Ａ １ ０  １ ９  Ｌ ｏ ｏ ｐ Ｉｎ  I  正  ケ ー ブ ル チ ェ ッ ク ＊ １  

Ｂ １ ０  ２ ０  Ｇ ｎ ｄ  －  －  Ｇ Ｎ Ｄ 信 号  

 

＊１ ーブルピン番号１９）をショートし

ておくことで、ケーブル接続チェック機能を使用することが可能となります。 

ネクタ 

ＰＤＡ

ヒロセ電機 HIF3BA-20PA-2.54DS 

ケー

ヒロセ電機 HIF3BA-20DA-2.54R 

：ケーブルチェック信号。ハード的にＡ１（ケーブルピン番号１）とＡ１０信号（ケ

 
 
コ

 
０１３アダプタ側コネクタ： 

 
ブル側適応コネクタ： 
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性能 
ＵＳＢコントローラと内蔵ＦＰＧＡ間のＣＬＫ速度は３０ＭＨｚと４８ＭＨｚの２種類から選択可能です。このＣＬＫ速度により

物理転送性能が決まります。ＣＬＫ速度が３０ＭＨｚの時、物理転送性能は７．５ＭＨｚとなり、ＣＬＫ速度が４８ＭＨｚの時、

物理転送性能は１２ＭＨｚとなります。最大論理データ転送レートは、物理転送性能の半分となります。実際の転送レー

トは、プロトコルオーバヘッドやソフト処理のオーバヘッドのため、最大論理データ転送レートよりも小さい値になりま

。 
 

す

ＵＳＢコントロー 間のＣＬＫ速度ラとＦＰＧＡ 物理転送レート 最大論理データ転送レート 

３０ＭＨｚ ７．５ＭＨｚ ３．７５ＭＨｚ 

４８ＭＨｚ １２ＭＨｚ ６ＭＨｚ 

 

４８ＭＨｚ ＣＬＫを選択した場合、物理転送速度は１２ＭＨｚとなります。ＰＤＡ０１３アダプタとターゲットボードを接続する

ーブルはできるだけ、短くするようにしてください。 

 

ＥＤの説明 
 

ス中） 
ａｄ 表示 ウンロード未） 

Ｐｏｗｅｒ ： Ｐｏｗｅｒ状態表示  （消灯：５Ｖ断 、点灯：５Ｖ供給） 

 

ケ

上面図 

ＵＳＢコネクタ

ＤｏｗｎＬｏａｄ 

Ｐｏｗｅｒ LED 

Ａｃｃｅｓｓ 

バウンダリ 

スキャン 

ポート 

赤 

赤 

緑 

 

Ｌ

Ａｃｃｅｓｓ ： バウンダリスキャンポートＡｃｃｅｓｓ状態表示 （消灯：アクセスなし 、点滅：アクセ

ＤｏｗｎＬｏ ： ダウンロード未状態 （消灯：ダウンロード完了、点灯：ダ
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ケーブルチェック制御 

ターゲットボードでＡ１（ケーブルピン番号１）とＡ１０信号（ケーブルピン番号１９）をショートしておくことで、バウンダリス

キャン試験時にケーブル接続チェック機能を使用することが可能となります 

 

 

ターゲットボード 

ＩＢＭ互換ＰＣ ターゲットボード上

でショートしておく 

ＰＤＡ０１３

 

 

 

注意 
ＰＤＡ０１３アダプタはバスパワーから，３００ｍＡ（データ転送時）を必要とします。ＰＤＡ０１３アダプタを接続するＵＳＢ

ポートに

※

は、充分な電流供給能力があるポートを使用してください。（ＰＣのＵＳＢポートに直接接続することを推奨し

ます。） 

ターゲットボードと接続するケーブルは、必ずターゲットボードの電源をオフした状態で抜き差しを行ってください。 

 

 
※
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第６章 
 

バウンダリスキャン試験 
 
 
 

 
30 Ｄｅｂｕｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ   Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｂｕｇｇｅｒ Ｕｓｅｒ’ｓ Ｍａｎｕａｌ 



 第６章 バウンダリスキャン試験

 

６．バウンダリスキャン試験 

６．１ バウンダリスキャン試験の流れ 
 

バウンダリスキャン試験のフローを以下に示します。 
 

回路図入力

ＥＤＩＦ

ＢＳＤＬ

ＢＳＤＬ→ＤＣＦ

変換

ＢＳＤＬ

インフラ＆ベクタ試験テストパターン生成

インフラ試験

テストベクタ

ベクタ試験

テストベクタ

インフラ試験

実行

結果

終了

スキャンチェイン

のチェック
結果

ベクタ試験

実行

エラーネット

のチェック

ＮＧ

ＯＫ

ＯＫ

ＮＧ

図６．１－１ バウンダリスキャン試験作業フロー 
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６．２ プロジェクトの作成と設定 
６．２．１．プロジェクトの作成 
 

Ｐｏｗｅｒ デバッガの初期立ち上げ画面（メインフレーム）からまずプロジェクトを作成します。プロジェクトの作成にはメ

インフレームメニューの［ファイル］－［新規プロジェクトの作成］ を選択します。デフォルトでは、プロジェクトディレクトリ

の下にＢＳＤＬ１ディレクトリ、ＢＳＤＬ２ディレクトリとＤＣＦディレクトリを作成します。 

 

（プロジェクト）ディレクトリ （ＢＳＤＬ１）ディレクトリ  ：ローカルなＢＳＤＬファイルを格納します。 

 （ＢＳＤＬ２）ディレクトリ ：共通的なＢＳＤＬファイルを格納します。 

 （ＤＣＦ）ディレクトリ ：ＢＳＤＬファイルを変換したＤＣＦファイルを格納します。 

 プロジェクト．ｅｄｆ ：回路図入力したＣＡＤから出力されたｅｉｄｆファイル 

 

※これらのディレクトリはデフォルトの名前で作成され、プロジェクト作成後は、［ツール］－［プロジェクトパラメータ］の

『プロジェクトの設定ダイアログ』から変更可能です。 

※ＢＳＤＬ１ディレクトリにはプロジェクト固有のＢＳＤＬファイルを格納し、ＢＳＤＬ２ディレクトリにはプロジェクト間で共通

なＢＳＤＬファイルを格納することで効率的な管理が可能となります。 

※ＤＣＦディレクトリは、『ＢＳＤＬ->ＤＣＦ変換』でＢＳＤＬを変換したＤＣＦファイルが格納されるディレクトリです。 

※回路図入力したＣＡＤから出力したｅｉｄｆファイルは（プロジェクト）ディレクトリの直下に保存します。 

 

 

６．２．２．プロジェクトの設定 
 
プロジェクトの作成後、プロジェクト固有の情報を ［ツール］－［プロジェクトパラメータ］ から設定します。 
 

（１）インターフェースポート 

インターフェースポートはターゲットボード上のＪｔａｇポートのポート名です。ターゲットボードのＥｄｉｆファイルでトップ

セルのポートで定義されているＪｔａｇポート（ＴＣＫ，ＴＭＳ，ＴＤｉ，ＴＤｏ）信号名称を設定します。 

 

通常、Ｊｔａｇポートはコネクタに割り当てられるため、ＥＤＡツールによっては、出力されるＥＤＩＦファイルのＪｔａｇポー

トがトップセルのポートとならない場合があります。このような場合、仮想ポート設定を行なうことで回路上の任意

のポートをインターフェースポートに割り当てることが可能となります。 

 

 

（２）仮想ポート設定 

仮想ポートとはターゲットボード上の任意のネットをバウンダリスキャンチェインの入出力ポートとして扱うものです。

バウンダリスキャンチェインの入出力ポートがコネクタに割り当てられていない場合やＥＤＩＦのポートに記述されて

いない場合、この設定を行うことで、簡単にインターフェースポートの設定が可能となります。 

 

仮想ポートの設定は ［ツール］－［オプション］ 仮想ポートタブで行います。部品インスタンス名及びポートインス

タンス名の設定はＥＤＩＦファイルの読み込み以降に有効となります。 
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６．３ 試験準備 
６．３．１ Ｅｄｉｆファイルの準備 
 

ＣＡＤソフトから出力されたＰＣＢの回路図情報であるＥｄｉｆファイルを\\プロジェクト名ディレクトリに保存します。デフォ

ルトでは、ＥＤＩＦファイル名は、プロジェクト名．ｅｄｆの形式です。［ツール］－［プロジェクトパラメータ］で変更可能です。 

 

 

６．３．２ ＢＳＤＬファイルの準備 
 

デバッグを開始する前にＰＣＢに搭載されている部品のＢＳＤＬファイルを入手する必要があります。ＢＳＤＬファイルは 
 

\\プロジェクト名\\ＢＳＤＬ１ 

 

のディレクトリ、或いは 
 

\\プロジェクト名\\ＢＳＤＬ２ 

 

のディレクトリの下に保存します。 

（ＢＳＤＬ１ディレクトリにはプロジェクト固有のＢＳＤＬファイルを、ＢＳＤＬ２には共通的な部品のＢＳＤＬファイルを格納す

ると管理が簡単になります。） 

 

 

 

６．３．３ ＤＣＦファイルへの変換 
 

ＢＳＤＬファイルをＰＣＢデバッガ部品フォーマットのＤＣＦファイルに変換します。［部品］－［ＢＳＤＬ－＞ＤＣＦ］を選択後、

『ＢＳＤＬ－＞ＤＣＦ変換ダイアログ』から変換を行ないます。 

 

ＤＣＦファイルは ”属性 （スペース） 値” 形式の単純なテキストファイルの為、汎用のテキストエディタやテキスト変

換ツール（ａｗｋ，ｓｅｄ等）を用いて変更可能です。  

 

回路図エディタの部品ライブラリで使用されている値（部品名やポート名）がＢＳＤＬファイルと異なる場合、回路図エデ

ィタから出力されたＥＤＩＦファイルとＢＳＤＬファイルの整合がとれません。この場合、ＥＤＩＦファイルを編集してＢＳＤＬの

値に合わせる方法と、ＢＳＤＬファイルを編集して回路図エディタの部品ライブラリと合わせる方法の２通りが考えられま

す。 

 

ＥＤＩＦファイルを編集する方法は使用している部品が少数の場合は問題ありませんが、数が多くなるとその変更量は

膨大なものとなります。ＢＳＤＬファイルを変更する場合もＢＳＤＬファイルはＶＨＤＬライクなフォーマットの為、その変更

も単純な置き換えでは不可能です。 

 

この為ＰＣＢデバッガでは、ＢＳＤＬファイルを単純なＤＣＦファイルに変換し、このＤＣＦファイルを用いることにより柔軟
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性を確保しています。ＤＣＦファイルは ”属性 （スペース） 値” の単純なフォーマットのなので、属性をキーワードに

して、テキスト変換ツール（ａｗｋ，ｓｅｄ等）を用いて簡単に、回路図エディタで使用している部品ライブラリのデータ値に

変更可能です。（変更はユーザーでプログラムする必要があります。） 

 

又、ＤＣＦ変換フィルタを用いれば、ＤＣＦファイルを読み込んだ後でもＤＣＦファイルを変更することなく、部品名（ターゲ

ット名）やピン名の変換処理が可能です。（『６．４．３ ＤＣＦ変換フィルタ』参照） 

 

 

６．４ テストパターンの生成 

６．４．１ テストパターンの種別 
 

テストパターンにはインフラ試験用のテストパターンとベクタ試験用のテストパターンの２種類があります。インフラ試験

とは部品の接続試験の実行前にバウンダリスキャン用のシリアルライン（ＴＣＫ，ＴＭＳ，ＴＤｉ，ＴＤｏ）の正常性を確認す

るための試験です。ベクタ試験はスキャンチェインを構成するバウンダリスキャン対応デバイス間で接続される全ての

ネットに対して接続試験を行います。通常はメニューの［生成］－［インフラ＆テストベクタ生成］を実行することで、両方

のテストベクタを生成します。 

   インフラ試験：シリアルライン（ＴＣＫ，ＴＭＳ，ＴＤｉ，ＴＤｏ）の正常性を確認 

バウンダリスキャン試験 

   ベクタ試験  ：スキャンチェイン間のネットの試験 
 

 

テストベクタの生成過程は以下のようになっています。これらの各プロセスはメニューの［生成］から個別に実行可能で

す。 

 

プロジェクトファイルに設定されたＤＣＦの読み込み［ＤＣＦ読み込み］ 
↓ 

ＥＤＩＦファイルの読み込み／解析［ＥＤＩＦ読み込み］ 
↓ 

スキャンチェインの解析［スキャンチェイン作成］ 
↓ 

スキャンチェインセル間のネットリストの作成［スキャンネット作成］ 
↓ 

インフラ試験テストベクタの生成［インフラベクタ生成］ 
↓ 

ベクタ試験テストベクタの生成［テストベクタ生成］ 
↓ 

テストベクタ生成 
 

      ［］内は［生成］メニュー内の個別生成コマンド名 
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１．プロジェクトファイルに設定されたＤＣＦの読み込み 
 

プロジェクトファイルに設定されたＤＣＦディレクトリ内のＤＣＦファイルをアプリケーションに読み込みます。スキャン

チェインは回路図データ（ＥＤＩＦデータ）とこのＤＣＦデータを元に作成されるため、回路内のスキャンチェインを構

成する全てのＤＣＦデータを用意する必要があります。 

ＤＣＦディレクトリ内のＤＣＦファイルは全て取り込まれます。このため不必要なＤＣＦファイルはＤＣＦディレクトリから

削除することにより、処理速度の向上とメモリ使用量の低下につながります。 

 

-> 出力ファイル：Ｐａｒｔｓ Ｄｅｆｉｎｅ Ｆｉｌｅ［．ｐｔｄ］ 

 

２．ＥＤＩＦファイルの読み込み／解析 
 

プロジェクトファイルに設定されたＥＤＩＦファイル名を読み取り、ＥＤＩＦの文法解析処理を行います。Ｐｏｗｅｒデバッ

ガが扱うことができるＥＤＩＦには制限があります。ＥＤＩＦファイルの制限についてを参照願います。 

 
３．スキャンチェインの解析 

 

読み取ったＥＤＩＦファイルとＤＣＦディレクトリに格納されているＤＣＦファイルの情報をもとにスキャンチェイン（バウ

ンダリスキャンデバイスのデイジーチェーンの情報）を作成します。スキャンチェインを構成する最初の情報はプロ

ジェクトファイルに設定されたＩｎｔｅｒｆａｃｅ Ｐｏｒｔ名です。 

 

-> 出力ファイル：Ｓｃａｎ Ｃｈａｉｎ Ｆｉｌｅ［．ｓｃｆ］ 

 

４．スキャンチェインセル間のネットリスト（スキャンネット）の作成 
 

スキャンチェイン情報とＥＤＩＦファイルの情報からスキャンチェインを構成するデバイス間で接続される信号（スキ

ャンネット）を抽出します。バウンダリスキャン試験はスキャンネットに対して実行されます。 

 

-> 出力ファイル：Ｎｅｔ Ｌｉｓｔ Ｆｉｌｅ［．ｎｌｆ］ 

 

５．インフラ試験テストベクタの生成 
 

スキャンチェイン情報からバウンダリスキャンバス（ＴＣＫ，ＴＭＳ，ＴＤｉ，ＴＤｏ）の正常性を確認するための試験であ

るインフラ試験のテストベクタを生成します。 

 

-> 出力ファイル：Ｉｎｆｒａ Ｐａｔｅｒｎ Ｆｉｌｅ［．ｉｐｆ］ 

 

６．ベクタ試験テストベクタの生成 
 

スキャンネットをバウンダリスキャン試験するためのテストパターンを生成します。試験の方法はＡＬＬ”Ｌ”試験（オ

プション）、ＡＬＬ”Ｈ”試験（オプション）、ＳＥＴ”Ｈ”試験，ＳＥＴ”Ｌ”試験のテストパターンを生成します。各試験の詳
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細は試験の実行を参照して下さい。 

 

-> 出力ファイル：Ｐａｔｅｒｎ Ｆｉｌｅ［．ｐｔｆ］ 

 

バウンダリスキャンテストベクタデータには、ＰＣＢデバッガ内部で決まった値が割りつけられています。０は単体試験、

１はインフラ試験、２はＳＥＴ”Ｌ”試験、３はＳＥＴ”Ｈ”試験に予約されています。バウンダリスキャン試験は４以降で各ネ

ット毎に試験データが生成されます。 

 

エラーがあるとその発生要因を表示し、以降の処理を中断します。エラー要因を特定し修正してください。エラーの詳細

はエラーメッセージを参照して下さい。 

 

 

６．４．２ スキャンチェインデバイスのマスク処理 
 

Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｂｕｇｇｅｒではスキャンチェインデバイスを簡単に無効化することができます。この機能は、スキャンチェイン

を構成するデバイスに未搭載部品がある状態でデバッグを進める場合に有効です。 

バウンダリスキャン試験はバウンダリスキャンデバイスをカスケード接続することで試験が可能となります。このため部

品の未実装でスキャンチェインのデバイスがひとつでも欠けると試験ができなくなります。 

この場合ボード上の未搭載デバイスのＴＤｉとＴＤｏをストラップすることで試験が可能となりますが、スキャンチェインの

構成が変わっているため、Ｅｄｉｆを変更する必要があります。Ｐｏｗｅｒ ＤｅｂｕｇｅｒではＥｄｉｆを変更することなくスキャンチ

ェインデバイスのマスク処理が可能です。 

 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ

Ｓｃａｎ

Ｄｅｖｉｃｅ

ＴＤｉ ＴＤｏ

Ｂｏｕｎｄａｒｙ

Ｓｃａｎ

Ｄｅｖｉｃｅ

ＴＤｉ ＴＤｏ

Ｂｏｕｎｄａｒｙ

Ｓｃａｎ

Ｄｅｖｉｃｅ

ＴＤｉ ＴＤｏ

Ｂｏｕｎｄａｒｙ

Ｓｃａｎ

Ｄｅｖｉｃｅ

ＴＤｉ ＴＤｏ

ＴＤｏ

ＴＤｉ

ＴＣＫ

ＴＭＳ

ターゲットボード
未搭載部品 ストラップを

いれる。

図６．４．２－１ スキャンチェインデバイスのマスク処理 
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マスク処理方法 

（１）通常と同じように ［生成］－［インフラ＆テストベクタ］ を実行し、スキャンチェインを生成します。 

 

（２）スキャンチェインビューでマスクするデバイスにマウスを持っていき、右クリックのメニューから ［指定した部品の有

効／無効化］ を選択します（又は ［編集］－［指定した部品の有効／無効化］ を選択します）。 

 

図６．４．２－２ スキャンチェインデバイスのマスク処理操作 

）すべてのマスクする部品に対して（２）の操作を行ないます。 

）［生成］－［インフラ＆テストベクタ］ を実行し、スキャンチェインを再生成します。 

）未搭載部品のマスク状態でテストベクダが生成されます。 

．４．３ ＤＣＦ変換フィルタ 

変換することが可能となります。（アプリケー

ョン内部のデータを変更するだけで、ＤＣＦファイルは変更しません。） 

 

（３

 

（４

 

（５

 

 

６

 

Ｐｏｗｅｒ ＤｅｂｕｇｇｅｒはＥＤＩＦファイルのＣｅｌｌ ＮａｍｅとＤＣＦファイルのＴａｒｇｅｔ Ｎａｍｅを用いて、ＥＤＩＦファイルとＤＣＦ

ファイルの部品情報をリンクします。このため、ＥＤＩＦファイルのＣｅｌｌ Ｎａｍｅと対応するＤＣＦファイルのＴａｒｇｅｔ Ｎａｍ

ｅを一致させる必要があります。ＤＣＦファイルのＴａｒｇｅｔ Ｎａｍｅを直接テキストディタを用いて編集することも可能です

が，ＤＣＦ変換フィルタダイアログを用いることで、アプリケーション内部で

シ
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６．４．４ ＥＤＩＦ変換フィルタ 

化します。本機能で無効化されたインスタンスはスキャンチェインの生成及びスキャンネットの生成で無視されます。 

合、未実装部品であるＲ１の抵抗を無効化する

とで、正常にバウンダリスキャンパスの認識を行うことができます。 

図６．４．４－１ バウンダリスキャンパスエラー検出回路例 

 

 

 

ターゲットボードの回路でバウンダリスキャン試験を動作させるために無効化する必要のある部品（デバッグのため、Ｅ

ＤＩＦファイルには存在するが、ターゲットボードには未実装でスキャンチェインに影響するような部品等）を仮想的に無

効

 

例えば図６．４．４－１に示すようにバウンダリスキャン回路の動作が未確認のデバイスを無効にする為、ターゲットボ

ードの回路で、バウンダリスキャンパスをバイパスできるように０Ωの抵抗をパラレルに接続する場合があります。この

様な回路のＥＤＩＦを用いた場合、テストパターン生成オプションで 『２ピン部品を受動素子とする』 を使用した場合、ス

キャンパスが一筆書きにならない為、エラーを検出します。このような場

こ

 

 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ 
Ｓｃａｎ 

Ｄｅｖｉｃｅ 
ＴＤｉ ＴＤｏ 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ

Ｓｃａｎ 
Ｄｅｖｉｃｅ 

ＴＤｉ ＴＤｏ

Ｂｏｕｎｄａｒｙ 
Ｓｃａｎ 

Ｄｅｖｉｃｅ 
ＴＤｉ ＴＤｏ 

ＴＤｏ 

ＴＤｉ 

ＴＣＫ 
ＴＭＳ 

ターゲットボード 
デバッグ時に

未実装とする

Ｒ

Ｒ

Ｒ１（０Ω）

ＴＣＫ 
ＴＭＳ 

ＴＣＫＴＣＫ

ＴＭＳ ＴＭＳ 

Ｒ２（０Ω）

通常時は未実装。

バイパス時（デバッ

グ時）には搭載。
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６．４．５ テストパターン生成オプション 
 

テストパターンの生成方法は以下のオプションがあります。ターゲットボードの条件によって設定する値を変更して下さ

い。 

 

（１）ＡＬＬ”Ｌ”／”Ｈ”試験 

 

ＡＬＬ”Ｌ”／”Ｈ”試験は試験対象ネットの全ての出力ピンから同じレベルを出力します。一つのネットに、複数の出

力（入出力）ピンが存在する場合、出力信号が衝突することになります。バスコンフリクトによるエラーを避けるた

めには、このチェックボックスを外してテストパターンを生成して下さい。 

 

（２）出力イネーブル付きのピンからデータを出力する。 

 

このチェックボックスをオンにすることで、試験対象外時、出力イネーブル付きのピンに対してもデータを出力しま

す。複数の出力ポートに共通の出力イネーブルで制御するデバイスを用いて、ワイヤードＯＲを構成している場合、

出力信号が確定できないため、ベクタ試験でエラーになる可能性があります。このような回路を使用している場合

で、エラー出力を回避する場合は、このチェックボックスをオフにします。 

図６．４．５－１ 出力イネーブルピン制御 

共通のイネ

ーブル信号

Ｈ

Ｌ

”Ｈ”

”Ｌ”

”Ｘ”

 

（３）Ｎｏｐステートの幅 

 

Ｎｏｐステートの幅をクロック数で指定します。Ｎｏｐステートは、バウンダリスキャン試験の各シーケンス間のＮｏ Ｏ

ｐｅｒａｔｉｏｎ状態で、ＴＣＫ，ＴＭＳ，ＴＤｉ，ＴＤｏの各信号は全て”Ｈ”となります。デフォルト値は ”８” です。 

 

（４）Ｔｅｓｔ－Ｌｏｇｉｃ－Ｒｅｓｅｔの幅 

 

ＴＡＰコントローラのリセットは、ＴＭＳ信号に“Ｈ”レベルを５ＣＬＫ以上、保つことで実行されます。Ｔｅｓｔ－Ｌｏｇｉｃ－Ｒ

ｅｓｅｔシーケンスのクロック数を指定します。デフォルト値は ”６” です。この値はＴＲＳＴ信号が有効な場合、ＴＲＳ

Ｔ信号のリセットパルス幅になります。 
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（５）２ピンの部品を受動素子とする 

 

スキャンネットの作成は、Ｅｄｉｆで定義されている全てのネットから、スキャンチェインを構成しているデバイス間の

ネットを検索します。そのため、スキャンチェインデバイス間にダンピング抵抗やロジックが含まれていると、スキャ

ンネットとは認識されません。しかしダンピング抵抗などの受動素子は論理には関係せず、バウンダリスキャン試

験では無視することができます。Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｂｕｇｇｅｒでは、スキャンネット作成時、２ピンの部品は受動素子として

扱い、直列に挿入されている２ピン部品は無視してスキャンネットを作成することができます。 
 

 

Ｒ

２ピンの部品

は無視される

図６．４．５－２ ２ピン部品の受動素子 

（６） ン属性のチェック 

の属性（ ｉｎ ｜ ｏｕｔ ｜ ｏｕｔｚ ｜ ｉ

ｎｏｕｔ ）の比較を行い、異なる場合はワーニングメッセージを出力します。 

（７）ＢＳＤＬファイルでＳａｆｅ Ｂｉｔが有効なピンも試験対象とする。 

とします。この場合、バスコンフリクトを起こし、バウンダリスキ

ャン試験でエラーが発生する可能性があります。 

 

ピ

 

このチェックボックスをオンにすることで、テストパターン作成時、Ｅｄｉｆファイルで定義されているポートの属性（ ＩＮ

ＰＵＴ ｜ ＯＵＴＰＵＴ ｜ ＩＮＯＵＴ ）とＤＣＦファイルで定義されているピン

 

 

双方向バッファの方向制御ピンのような入出力ピンの方向制御を行なうピンを試験対象にした場合、外部から入

力された値により、対応する入出力ピンの方向制御が変化し、バスコンフリクトを起こす可能性があります。このた

め、ＢＳＤＬファイルでＳａｆｅ Ｂｉｔが設定され、ｃｏｎｔｒｏｌ信号でない場合は、強制的にＳａｆｅ Ｂｉｔを設定し、バスコンフ

リクトをおこさないようにしています。しかしこのチェックボックスをオンにすることで、Ｓａｆｅ Ｂｉｔが設定され、ｃｏｎｔｒ

ｏｌ信号でないピンに対してもバウンダリキャン対象
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こ の 方 向 制 御 ピ

ン の 試 験 対 象 可

否 を 選 択 し ま す 。

 

図６．４．５－３ Ｓａｆｅ Ｂｉｔが有効なピンの試験対象の可否 

．５．１ 試験の種類 

ニューの ［試験］－［インフラ＆ベクタ試

］ を実行することで、インフラ試験に引き続き、ベクタ試験を実行します。 

☆イ

引き続き、ベクタ試験を実行します。インフラ試験でエラーが検出された場合でも、ベクタ試験は実

行されます。 

☆イ

キャン用のシリアルライン（ＴＣＫ，ＴＭＳ，ＴＤｉ，ＴＤｏ）の正常性を確認するための、インフラ試験を実

行します。 

☆ベ

。既にインフラ試験がパスしている場合、この

ベクタ試験のみを実行することで、試験時間の短縮が可能です。 

．５．２ インフラ試験 

キャンパスは緑色（デフォル

ト）に変わります。又エラーを検出するとスキャンパスは赤色（デフォルト）に変化します。 

 
 
６．５ 試験の実行 
６

 

バウンダリスキャン試験にはインフラ試験とベクタ試験があります。通常はメ

験

 

ンフラ＆ベクタ試験： 

インフラ試験に

 

ンフラ試験： 

バウンダリス

 

クタ試験 

スキャンチェイン間のネットの試験を行なうベクタ試験を実行します

 
 
６

 

インフラ試験は部品の接続試験の実行前にバウンダリスキャン用のシリアルライン（ＴＣＫ，ＴＭＳ，ＴＤｉ，ＴＤｏ）の正常

性を確認するための試験です。ＰＣＢデバッガではインストラクションキャプチャコードの比較を行なうことでインフラ試

験を実現しています。インフラ試験が正常終了した場合は、スキャンチェインウィンドウのス
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６．５．３ ベクタ試験 
 

スキャンチェインを構成するバウンダリスキャン対応デバイス間で接続される全てのネットに対して接続試験を行いま

す。バウンダスキャン試験は以下のシーケンスで実行されます。 

 

 （１）ＡＬＬ”Ｌ”試験：被試験対象の全てのネットの全ての出力ピンから”Ｌ”レベルを出力し、試験対象ネットの入力ピン

のモニタレベルが”Ｌ”であることを確認します。 

一つのネットに対して、複数の出力（入出力）ピンが存在する場合、出力信号が衝突する為、バス

コンフリクトによるエラー出力の可能性がある場合は ［ツール］－［オプション］ で、この機能は無

効にしてください。 

 

 （２）ＡＬＬ”Ｈ”試験：被試験対象の全てのネットの全ての出力ピンから”Ｈ”レベルを出力し、試験対象ネットの入力ピン

のモニタレベルが”Ｈ”であることを確認します。 

一つのネットに対して、複数の出力（入出力）ピンが存在する場合、出力信号が衝突する為、バス

コンフリクトによるエラー出力の可能性がある場合は ［ツール］－［オプション］ で、この機能は無

効にしてください。 

 

 （３）ＳＥＴ”Ｈ”試験：被試験対象ネット以外の出力ピンには”Ｌ”を出力しておき、被試験対象ネットの出力ピンから”Ｈ”

レベルを出力（複数の出力（入出力）ピンがある場合、ネット内の他の出力ピンは”Ｌ”に、入出力ピ

ンはＨｉ－Ｚにセットされる）し、ネット内の入力ピンのモニタレベルが”Ｈ”レベルであることを確認す

ることで、試験対象ネットの正当性を調査します。 

 

 （４）ＳＥＴ”Ｌ”試験：被試験対象ネット以外の出力ピンには”Ｈ”を出力しておき、被試験対象ネットの出力ピンから”Ｌ”

レベルを出力（複数の出力（入出力）ピンがある場合、ネット内の他の出力ピンは”Ｌ”に、入出力ピ

ンはＨｉ－Ｚにセットされる）し、ネット内の入力ピンのモニタレベルが”Ｌ”レベルであることを確認す

るすることで、試験対象ネットの正当性を調査します。 
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６．６ 試験結果の解析 
６．６．１ インフラ試験 
 

Ｃｏｍｍａｎｄ Ｖｉｅｗ にインフラ試験の詳細結果が表示されます。 

図６．６．１－１ インフラ試験結果（Ｃｏｍｍａｎｄ Ｖｉｅｗ） 

 

インフラ試験はＢＳＤＬファイルで定義されたＣａｐｔｕｒｅ Ｃｏｄｅの値と、試験の結果ＴＤｏから取得した値を比較すること

でバウンダリスキャン制御信号の正当性のチェックを行います。Ｃｏｍｍａｎｄ Ｖｉｅｗにはスキャンチェインを構成する各

デバイスの試験結果が表示されます。 

 

インフラ試験結果は、Ｓｃａｎ Ｃｈａｉｎ Ｖｉｅｗ にも表示されます。正常終了した場合、Ｓｃａｎ Ｃｈａｉｎ Ｖｉｅｗ のスキャン

パスは緑色（デフォルト）に変わります。又エラーを検出するとスキャンパスは赤色（デフォルト）に変化します。 

 

エラー検出範囲 

 

図６．６．１－２ インフラ試験結果（Ｓｃａｎ Ｃｈａｉｎ Ｖｉｅｗ） 

 

 

上記例の場合，Ｄ１３のデバイスとＤ１５のデバイスの間のスキャンパスにエラーのある可能性があります。 
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６．６．２ ベクタ試験 
 

 試験結果が出力ピンと入力ピンの信号レベルで表示されます。出力信号値は “０” 、 “１” で示されます。又、入

力ピンでの期待値が “Ｌ” 、 “Ｈ” 、 “Ｘ” で示され、実際の検出値が “０” 、 “１” で表示されます。 

入力ピンでの検出値 出力信号値 

入力ピン 出力ピン及び入出力ピン

 

図６．６．２－１ ベクタ試験結果（Ｃｏｍｍａｎｄ Ｖｉｅｗ） 

れます。ピン表示は出力ピン、

ｉ－Ｚ制御付き出力ピン、入出力ピン、入力ピン及び入出力ピンの順に表示されます。 

ある行

図６．６．２－２ ベクタ試験結果（Ｓｃａｎ Ｃｈａｉｎ Ｖｉｅｗ） 

 

試験結果のＣｏｍｍａｎｄ Ｖｉｅｗへの表示は、対象となるピン名に続いて、信号値が表示さ

Ｈ

 

 試験の解析結果は Ｎｅｔ Ｌｉｓｔ Ｖｉｅｗ に表示されます。Ｓｔａｔｕｓ の項目にエラーの有無を表示し、エラーの

は赤色（デフォルト）で表示します。又”Ｒｅｓｕｌｔ Ａｎａｌｙｚａｔｉｏｎ”の項目に考えられるエラー要因を表示します。 
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下表試験解析結果の表示メッセージと考えられるエラー要因を示します。尚詳細については『バウンダリスキャンの原

理 ５章 エラー要因の検出』を参照して下さい。 

表６．６．２－１ 表示メッセージに対するエラー要因 

 表示メッセージ 考えられるエラー要因 

１ Ｇｏｏｄ 問題なし。 

２ Ｃｌｉｐ Ｇｎｄ ｏｒ Ｐｉｎ Ｆｌｏａｔｉｎｇ 対象となるネットがＧｎｄに接地しているか、接続不

良の可能性があります。 

３ Ｃｌｉｐ Ｖｃｃ ｏｒ Ｐｉｎ Ｆｌｏａｔｉｎｇ 対象となるネットがＶｃｃにショートしているか、接続不

良の可能性があります。 

４ Ｃｌｉｐ Ｇｎｄ ｏｒ Ｏｕｔｐｕｔ Ｐｉｎ Ｆｌｏａｔｉｎｇ 対象となるネットがＧｎｄに接地しているか、接続元

のピンが接続不良の可能性があります。 

５ Ｃｌｉｐ Ｖｃｃ ｏｒ Ｏｕｔｐｕｔ Ｐｉｎ Ｆｌｏａｔｉｎｇ 対象となるネットがＶｃｃにショートしているか、接続元

のピンが接続不良の可能性があります。 

６ Ｃｌｉｐ Ｇｎｄ ｏｒ Ｉｎｐｕｔ Ｐｉｎ Ｆｌｏａｔｉｎｇ 対象となるネットがＧｎｄに接地しているか、接続元

のピンが接続不良の可能性があります。 

７ Ｃｌｉｐ Ｖｃｃ ｏｒ Ｉｎｐｕｔ Ｐｉｎ Ｆｌｏａｔｉｎｇ 対象となるネットがＶｃｃにショートしているか、接続元

のピンが接続不良の可能性があります。 

８ Ｉｎｐｕｔ Ｐｉｎ Ｆｌｏａｔｉｎｇ（Ｄｅｔｅｃｔ Ｇｎｄ） 
接続先のピンが接続不良の可能性があります。 

９ Ｉｎｐｕｔ Ｐｉｎ Ｆｌｏａｔｉｎｇ（Ｄｅｔｅｃｔ Ｖｃｃ） 
接続先のピンが接続不良の可能性があります。 

１０ Ｃｏｎｎｅｃｔ Ｏｔｈｅｒ ｏｒ Ｏｕｔｐｕｔ Ｐｉｎ Ｆｌｏａｔｉｎｇ 他のネットにショートしているか接続元のピンが接続

不良の可能性があります。 

１１ Ｃｏｎｎｅｃｔ Ｏｔｈｅｒ Ｐａｔｔｅｒｎ スキャンネット以外のネットにショートしている可能性

があります。 

１２ Ｃｏｎｎｅｃｔ Ｔｅｓｔ Ｐａｔｔｅｒｎ スキャンネットのネットにショートしている可能性があ

ります。 

 
 

Ｎｅｔ Ｌｉｓｔ Ｖｉｅｗ の行をダブルクリックすると対応するネットが Ｓｃａｎ Ｃｈａｉｎ Ｖｉｅｗ に表示されます。この時、その

ネットにエラーが発生している場合その要因を表示します。 

図６．６．２－３ Ｓｃａｎ Ｃｈａｉｎ Ｖｉｅｗでのエラー表示 
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以下にエラーメッセージに対するＳｃａｎ Ｃｈａｉｎ Ｖｉｅｗに表示されるエラー表示を示します。 

表６．６．２－２　表示メッセージに対するエラー表示

表示メッセージ エラー表示

１ Ｇｏｏｄ ――――

２ Ｃｌｉｐ　Ｇｎｄ　ｏｒ　Ｐｉｎ　Ｆｌｏａｔｉｎｇ

Ｇ ｎｄ？

Ｆｌｏａｔ？ Ｆ ｌｏａｔ？

３ Ｃｌｉｐ　Ｖｃｃ　ｏｒ　Ｐｉｎ　Ｆｌｏａｔｉｎｇ Ｖｃｃ？

Ｆｌｏａｔ？ Ｆｌｏａｔ？

４ Ｃｌｉｐ　Ｇｎｄ　ｏｒ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｐｉｎ　Ｆｌｏａｔｉｎｇ

Ｇ ｎｄ？

Ｆｌｏａｔ？

５ Ｃｌｉｐ　Ｖｃｃ　ｏｒ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｐｉｎ　Ｆｌｏａｔｉｎｇ Ｖｃｃ？

Ｆｌｏａｔ？

６ Ｃｌｉｐ　Ｇｎｄ　ｏｒ　Ｉｎｐｕｔ　Ｐｉｎ　Ｆｌｏａｔｉｎｇ

Ｇｎｄ？

Ｆｌｏａｔ？

７ Ｃｌｉｐ　Ｖｃｃ　ｏｒ　Ｉｎｐｕｔ　Ｐｉｎ　Ｆｌｏａｔｉｎｇ Ｖｃｃ？

Ｆｌｏａｔ？

８ Ｉｎｐｕｔ　Ｐｉｎ　Ｆｌｏａｔｉｎｇ（Ｄｅｔｅｃｔ　Ｇｎｄ）

Ｆｌｏａｔ？

９ Ｉｎｐｕｔ　Ｐｉｎ　Ｆｌｏａｔｉｎｇ（Ｄｅｔｅｃｔ　Ｖｃｃ）

Ｆｌｏａｔ？

１０ Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｏｔｈｅｒ　ｏｒ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｐｉｎ　Ｆｌｏａｔｉｎｇ Ｃｏｎｎｅｔ　Ｏｔｈｅｒ　Ｐａｔｔｅｒ

Ｆｌｏａｔ？

１１ Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｏｔｈｅｒ　Ｐａｔｔｅｒｎ Ｃｏｎｎｅｔ　Ｏｔｈｅｒ　Ｐａｔｔｅｒ

１２ Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔｅｓｔ　Ｐａｔｔｅｒｎ Ｃｏｎｎｅｔ　Ｔｅｓｔ　Ｐａｔｔｅｒｎ
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６．６．３ 結果の厳密なチェック 
 
試験結果の解析時、エラーとなったネットが他のネットにショートしている可能性があると判断した場合、他のスキャン

ネットの試験結果パターンとの比較を行うことにより、ショートしている可能性のあるネットを検索します。一致したパタ

ーンを検出すると、Ｎｅｔ Ｌｉｓｔ Ｖｉｅｗ の”Ｒｅｓｕｌｔ Ａｎａｌｙｚａｔｉｏｎ”の項目に部品（インスタンス）ＩＤとポート名を表示しま

す。 

 

比較範囲はスキャンネットのみです。 
 

このオプションを選択した場合、エラー数が多いと、処理時間が長くなる場合があります。 

 



 第７章 単体試験 

 
 
 

第７章 
 

単体試験 
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７．単体試験 

７．１ 単体試験について 
 

Ｐｏｗｅｒデバッガでは、バウンダリスキャン機能を用いて、スキャンチェイン上のデバイスのピン値の設定/モニタが可能

です。この機能を単体試験機能と呼んでいます。 

 

 

単体試験には以下の３種類がサポートされています。 
 

・入力ピンのモニタ 

スキャンチェイン上のデバイスの入力ピンのモニタを行います（出力値は変化しません）。モニタした値はＢＳＤＬビ

ューのピン値に表示されます。入力ピンモニタはダイナミック動作（デバイスの内部論理が動作中の試験）が可能で

す。 

 

 

・出力ピン設定（データ出力後入力ピンのモニタを行なう） 

スキャンチェイン上のデバイスの出力ピンに設定された値を出力します。出力する値はＢＳＤＬビューのセル値で設

定を行います。入力ピンのモニタはデータ出力後、データのサンプリングを行います。モニタした値はＢＳＤＬビュー

のピン値に表示されます。出力ピン設定はダイナミック動作はできません。スキャンチェインに接続されているデバ

イスは全てバウンダリスキャンテスト状態になり、バウンダリスキャンリセットまで、出力ピンは設定された値を出力

し続けます。 

 

 

・出力ピン設定（入力ピンのモニタ後データ出力を行なう） 

入力ピンデータのモニタ後、スキャンチェインデバイスの出力ピンに、設定された値を出力します。出力する値はＢ

ＳＤＬビューのセル値で設定を行います。モニタした値はＢＳＤＬビューのピン値に表示されます。出力ピン設定はダ

イナミック動作はできません。スキャンチェインに接続されているデバイスは全てバウンダリスキャンテスト状態にな

り、バウンダリスキャンリセットまで、出力ピンは設定された値を出力し続けます。 
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７．２ ＢＳＤＬビューにおける設定 
 

ＢＳＤＬビューではバウンダリスキャンデバイスの設定及びモニタを行なうことができます。以下にその方法を示します。 

出力レジスタ 

入力レジスタ 

ピンの状態表示

 
図７．２－１ ＢＳＤＬ Ｖｉｅｗにおける設定 

ウンダリスキャン試験により、モニタしたピンの状態を表示します。 

 
［ピンの状態表示］ 
バ

表７．２－１　ピンの状態表示

表示 状態

１ ０ ”Ｌ”レベルが出力あるいは入力されています。

２ １ ”Ｈ”レベルが出力あるいは入力されています。

３ Ｚ ハイインピーダンス状態となっています。

４ Ｌ バスコンフリクトが発生しています。（入力が”Ｌ”、出力が”Ｈ”になっています。）

５ Ｈ バスコンフリクトが発生しています。（入力が”Ｈ”、出力が”Ｌ”になっています。）

６ Ｅ エラー（ＤＣＦファイルの表記にエラーがあります。）

※出力ピンの表示レベルはデバイスから出力が予想される値であり、実際の値をモニタしているわ

けではありません。
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 第７章 単体試験

 

［入力レジスタ］ 
 スキャンレジスタを左クリックすることで、”－” → ”Ｘ” → ”Ｌ” → ”Ｈ” → ”－” ……  とトグルします。又は

右クリックでメニュー表示されます。 

  Ｈ ：入力期待値として“Ｌ”レベルを想定します。“Ｈ”レベルの入力があった場合エラー表示を行います。ＶＣＣ

設定はバウンダリスキャン試験の時に有効であり、単体試験では意味をなしません。 

１” → ”－” ……とトグルします。又は右クリクでメニ

力します。 

  ０ ：強制的に”Ｌ”レベルを出力します。 

 

 

設定した値はバウンダリスキャン試験時でも有効です。このため出力レジスタを設定することで、非バ

無効にする事が可能です。 

タについて 
双方向セルもしくは、入力設定とコントロール設定が同時にされているセルは、入力と出力と要因を持つためレジスタ

。 

に”Ｌ”レベルを出力します。 

”レベルを出力します。 

す。 

 Ｈ０ ：入力期待値として“Ｈ”レベルを想定し、出力では強制的に”Ｌ”レベルを出力します。 

  Ｈ１ ：入力期待値として“Ｈ”レベルを想定し、出力では強制的に”Ｌ”レベルを出力します。 

 

   － ：バウンダリスキャン試験で期待値との比較を行い、一致しない場合はネットリストビューにエラーを表示し

ます。 

   Ｘ ：バウンダリスキャン試験で期待値との比較を行いません。エラーがあった場合でもエラー表示を行ないま

せん。 

   Ｌ ：入力期待値として“Ｌ”レベルを想定します。“Ｈ”レベルの入力があった場合エラー表示を行います。ＧＮＤ

に接続される入力信号の試験を行うことができます。 

 

に接続される入力信号の試験を行うことができます。 

 

※入力レジスタの

 

［出力レジスタ］ 
 スキャンレジスタを左クリックすることで、”－” → ”０” → ”

ュー表示されます。 

   － ：バウンダリ試験に基づいたレベルを出

 

  １ ：強制的に”Ｈ”レベルを出力します。 

出力レジスタに

ウンダリスキャンデバイスへの制御信号等を

 

※双方向ピンに接続されるレジス

 

表示は以下のようになります。 

 

  － ：バウンダリスキャン試験で期待値との比較を行ってエラー判定を行い、又生成された値を出力します。 

  －０ ：入力ではバウンダリスキャン試験で期待値との比較を行い、出力では強制的に”Ｌ”レベルを出力します

  －１ ：入力ではバウンダリスキャン試験で期待値との比較を行い、出力では強制的に”Ｈ”レベルを出力します。 

  Ｘ－ ：入力ではバウンダリスキャン試験で期待値との比較を行わず、出力では生成された値を出力します。 

  Ｘ０ ：入力ではバウンダリスキャン試験で期待値との比較を行わず、出力では強制的

  Ｘ１ ：入力ではバウンダリスキャン試験で期待値との比較を行わず、出力では強制的に”Ｈ

  Ｌ－ ：入力期待値として“Ｌ”レベルを想定し、出力では生成された値を出力します。 

  Ｌ０ ：入力期待値として“Ｌ”レベルを想定し、出力では強制的に”Ｌ”レベルを出力しま

  Ｌ１ ：入力期待値として“Ｌ”レベルを想定し、出力では強制的に”Ｈ”レベルを出力します。 

  Ｈ－ ：入力期待値として“Ｈ”レベルを想定し、出力では生成された値を出力します。 
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 第７章 単体試験 

 

７．３ 入力ピンのモニタ 
 

入力ピンのモニタでは、スキャンチェインデバイスの任意のピン値のモニタが可能です。この操作を実行すると、バウン

ダリスキャンセルからデータを取り込み入出力ピンの状態を取得します。モニタしたデータはＢＳＤＬビューのピン値に

表示されます。入力ピンは外部からの入力状態を示し、出力ピンは内部ロジックから出力されている値を示していま

す。 

 

この操作でＰＣＢ上のデバイスの内部／外部論理は変化しませんが、バウンダリスキャンセルの強制設定によってデ

ータを出力している場合は、バウンダリスキャンセルのリセットにより、出力ピン状態が変化する場合があります。 
 

モニタ機能はバウンダリスキャン試験のＳＡＭＰＬＥ／ＰＲＥＬＯＡＤ命令を実行することにより実現しています。 
 

モニタ試験開始

Ｒｕｎ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ

インストラクションデー

タのセット（Ｓｈｉｆｔ　ＩＲ）

モニタデータの取り込

み（Ｓｈｉｆｔ　ＤＲ）

ＲＵＮ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ

ＢＳＤＬ　Ｖｉｅｗ表示

（Ｓａｍｐｌｅ／Ｐｒｅｌｏａｄ命令実行）

Ｒｕｎ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ状態から

開始する。

Ｒｕｎ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ状態で停

止する。

図７．３－１ 入力ピンモニタ処理フロー 
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 第７章 単体試験

 

７．４ 出力ピン設定（データ出力後モニタ） 
 

出力ピン設定ではスキャンチェイン上のデバイスの任意の出力ピン値の設定が可能です。この試験モードでは設定デ

ータのデータを出力後、入力ピンのモニタを行います。 

が可能です。この試験モードでは設定デ

ータのデータを出力後、入力ピンのモニタを行います。 

  

出力するデータはＢＳＤＬビューの出力レジスタ設定値が出力されます。”０”は出力ピンから”Ｌ”レベルを出力、”１”は

出力ピンから”Ｈ”レベルを出力します。”－”の時は現在内部論理から出力されている値を保持します。モニタしたデー

タはＢＳＤＬビューのピン値に表示されます。入力ピンは外部からの入力状態を示し、出力ピンは内部ロジックからの出

力（”－”の時）又はセル強制設定値（”１”又は”０”の時）の値を示しています。 

出力するデータはＢＳＤＬビューの出力レジスタ設定値が出力されます。”０”は出力ピンから”Ｌ”レベルを出力、”１”は

出力ピンから”Ｈ”レベルを出力します。”－”の時は現在内部論理から出力されている値を保持します。モニタしたデー

タはＢＳＤＬビューのピン値に表示されます。入力ピンは外部からの入力状態を示し、出力ピンは内部ロジックからの出

力（”－”の時）又はセル強制設定値（”１”又は”０”の時）の値を示しています。 

  

データ出力後モニタ機能はバウンダリスキャン試験のＳＡＭＰＬＥ／ＰＲＥＬＯＡＤ及びＥＸＴＥＳＴ命令を実行することによ

り実現しています。 

データ出力後モニタ機能はバウンダリスキャン試験のＳＡＭＰＬＥ／ＰＲＥＬＯＡＤ及びＥＸＴＥＳＴ命令を実行することによ

り実現しています。 

データ出力後モニタ

試験開始

Ｒｕｎ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ

インストラクションデー

タのセット（Ｓｈｉｆｔ　ＩＲ）

出力データのセット

（Ｓｈｉｆｔ　ＤＲ）

ＲＵＮ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ

ＢＳＤＬ　Ｖｉｅｗ表示

（Ｓａｍｐｌｅ／Ｐｒｅｌｏａｄ命令実行）

Ｒｕｎ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ状態から開

始する。

Ｒｕｎ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ状態で停止

する。

モニタ試験実行 （『７．２章　入力ピンのモニタ』参照）

モニタ試験で取り込んだデータ

及び設定値を出力設定する。

インストラクションデー

タのセット（Ｓｈｉｆｔ　ＩＲ）
（Ｅｘｔｅｓｔ命令実行）

ラッチしたデータの取

り込み（Ｓｈｉｆｔ　ＤＲ）

Ｅｘｔｅｓｔ命令実行でラッチした信

号を取り込む。

出力ピン状態

入力ピン状態

出力ピン状態

入力ピン状態

図７．４－１ 出力ピン設定（データ出力後モニタ）処理フロー 図７．４－１ 出力ピン設定（データ出力後モニタ）処理フロー 
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７．５ 出力ピン設定（モニタ後データ出力） 
 

出力ピン設定ではスキャンチェイン上のデバイスの任意の出力ピン値の設定が可能です。この試験モードでは入力ピ

ンのモニタ後、設定データのデータを出力を行います。 

が可能です。この試験モードでは入力ピ

ンのモニタ後、設定データのデータを出力を行います。 

  

モニタしたデータはＢＳＤＬビューのピン値に表示されます。入力ピンは外部からの入力状態を示し、出力ピンは内部ロ

ジックからの出力（”－”の時）又は出力レジスタ設定値（”１”又は”０”の時）の値を示しています。出力するデータはＢＳ

ＤＬビューのセル設定値が出力されます。”０”は出力ピンから”Ｌ”レベルを出力、”１”は出力ピンから”Ｈ”レベルを出力

します。”－”の時は現在内部論理から出力されている値を保持します。 

モニタしたデータはＢＳＤＬビューのピン値に表示されます。入力ピンは外部からの入力状態を示し、出力ピンは内部ロ

ジックからの出力（”－”の時）又は出力レジスタ設定値（”１”又は”０”の時）の値を示しています。出力するデータはＢＳ

ＤＬビューのセル設定値が出力されます。”０”は出力ピンから”Ｌ”レベルを出力、”１”は出力ピンから”Ｈ”レベルを出力

します。”－”の時は現在内部論理から出力されている値を保持します。 

  

データ出力後モニタ機能はバウンダリスキャン試験のＳＡＭＰＬＥ／ＰＲＥＬＯＡＤ及びＥＸＴＥＳＴ命令を実行することによ

り実現しています。 

データ出力後モニタ機能はバウンダリスキャン試験のＳＡＭＰＬＥ／ＰＲＥＬＯＡＤ及びＥＸＴＥＳＴ命令を実行することによ

り実現しています。 

モニタ後データ出力

試験開始

Ｒｕｎ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ

インストラクションデー

タのセット（Ｓｈｉｆｔ　ＩＲ）

出力データのセット

（Ｓｈｉｆｔ　ＤＲ）

ＲＵＮ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ

ＢＳＤＬ　Ｖｉｅｗ表示

（Ｓａｍｐｌｅ／Ｐｒｅｌｏａｄ命令実行）

Ｒｕｎ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ状態から開

始する。

Ｒｕｎ－Ｔｅｓｔ／Ｉｄｌｅ状態で停止

する。

モニタ試験実行 （『７．２章　入力ピンのモニタ』参照）

モニタ試験で取り込んだデータ

を及び設定値を出力設定する。

インストラクションデー

タのセット（Ｓｈｉｆｔ　ＩＲ）
（Ｅｘｔｅｓｔ命令実行）

出力ピン状態

入力ピン状態

図７．５－１ 出力ピン設定（モニタ後データ出力）処理フロー 図７．５－１ 出力ピン設定（モニタ後データ出力）処理フロー 
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 第８章 オンボードメモリ書き込み 

 

８．オンボードメモリ書き込み 

オンボードメモリ書き込みには、フラッシュメモリ及びシリアルＥＥＰＲＯＭに対応しています。シリアルＥＥＰＲＯＭは、Ｉ２

Ｃ、ＳＰＩ、ＭｉｃｒｏＷｉｒｅに対応しています。 

 

８．１ オンボードメモリ書き込み条件 
８．１．１ フラッシュメモリ書き込み条件 
 

書き込み対象となるメモリは、書き込みの為に必要な信号がスキャンチェインデバイスに接続されている必要がありま

す。 

 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ 
Ｓｃａｎ 

Ｄｅｖｉｃｅ 
ＴＤｉ ＴＤｏ 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ 
Ｓｃａｎ 

Ｄｅｖｉｃｅ 
ＴＤｉ ＴＤｏ 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ

Ｓｃａｎ 
Ｄｅｖｉｃｅ 

ＴＤｉ ＴＤｏ

ＴＤｏ 

ＴＤｉ 

ＴＣＫ 
ＴＭＳ 

ターゲットボード 

Ｆｌａｓｈ Ｍｅｍｏｒｙ 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ 
Ｓｃａｎ 

Ｄｅｖｉｃｅ 
ＴＤｉ ＴＤｏ 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ

Ｓｃａｎ 
Ｄｅｖｉｃｅ 

ＴＤｉ ＴＤｏ

制御信号 

アドレス データ

スキャンチェインデバイスへ 

図８．１．１－１ オンボードフラッシュメモリ書き込み接続図 

インフラ試験パターン生成が完了していないとオンボード書き込み機能は有効となりません。 

 

 

注意：
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 第８章 オンボードメモリ書き込み

 

８．１．２ ＥＥＰＲＯＭメモリ書き込み条件 
 

書き込み対象となるメモリは、書き込みの為に必要な信号がスキャンチェインデバイスに接続されている必要がありま

す。 

 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ

Ｓｃａｎ 
Ｄｅｖｉｃｅ 

ＴＤｉ ＴＤｏ

ＴＤｏ 

ＴＤｉ 

ＴＣＫ 
ＴＭＳ 

ターゲットボード 

ＥＥＰＲＯＭ 
［ＳＰＩ、ＭｉｃｒｏＷｉｒｅ］

制御信号 

ＤＩ ＤＯ

ＣＬＫ 

図８．１．２－１ オンボードＥＥＰＲＯＭ書き込み接続図 

ている必要があります。各信号は、一つのバウンダリスキャンデバイスでも、複数のデバイスでも問

ありません。 

インフラ試験パターン生成が完了していないとオンボード書き込み機能は有効となりません。 

 

 

 

ＳＰＩ，ＭｉｃｒｏＷｉｒｅデバイスは、ＤＩ（データ入力信号）、ＤＯ（データ出力信号）、ＣＬＫがそれぞれ、バウンダリスキャンデ

バイスに接続され

題

 

注意：
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 第８章 オンボードメモリ書き込み 

 

Ｉ２Ｃデバイスの接続構成を以下に示します。 
 

 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ 
Ｓｃａｎ 

Ｄｅｖｉｃｅ 
ＴＤｉ ＴＤｏ 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ 
Ｓｃａｎ 

Ｄｅｖｉｃｅ 
ＴＤｉ ＴＤｏ 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ 
Ｓｃａｎ 

Ｄｅｖｉｃｅ 
ＴＤｉ ＴＤｏ

ＴＤｏ 

ＴＤｉ 

ＴＣＫ 
ＴＭＳ 

ターゲットボード 

ＥＥＰＲＯＭ 
［Ｉ２Ｃ］ 

Ｂｏｕｎｄａｒｙ 
Ｓｃａｎ 

Ｄｅｖｉｃｅ 
ＴＤｉ ＴＤｏ 

制御信号 

ＤＩ 

スキャンチェインデバイスへ 

ＤＯ

ＣＬＫ 

 
図８．１．２－２ オンボードＥＥＰＲＯＭ書き込み接続図 

スキャンデバイスに接続する場合は、異なる入出力制御信号を持つピンに接続されていなけ

ばなりません。 

インフラ試験パターン生成が完了していないとオンボード書き込み機能は有効となりません。 

 

 

 

Ｉ２Ｃデバイスは、ＳＣＬ（クロック信号）、ＳＤＡ（データ入出力信号）がそれぞれバウンダリスキャンデバイスに接続されて

いる必要があります。Ｉ２Ｃの場合、ＳＣＬ、ＳＤＡ各信号は、それぞれ個別にＨｉ－Ｚ／入出力制御ができなければなりま

せん。一つのバウンダリ

れ

 

注意：
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 第８章 オンボードメモリ書き込み

 
８．２ フラッシュメモリ書き込み 
８．２．１ 書き込みファイルのタイプ 
書き込みファイルは、以下のＲＯＭフォーマットをサポートしています。 

 

（１）Ｉｎｔｅｌ－ＨＥＸ 

Ｉｎｔｅｌ－ＨＥＸファイルはバイナリデータを１６進数で表現したアスキーキャラクタで構成されます。ファイルはテキストファ

イルなので、汎用のテキストエディタで編集可能です。各レコードは以下のフォーマットで構成されます。 

Ｒｅｃｏｄ 
Ｍａｒｋ “：” 
（１ ｃｈａｒ） 

Ｌｏａｄ 
ＲｅｃＬｅｎ 

（２ ｃｈａｒ） 

Ｏｆｆｓｅｔ 

（４ ｃｈａｒ） （２ ｃｈａｒ） 

ＣｈｋＳｕｍ Ｉｎｆｏ ｏｒ Ｄａｔａ ＲｅｃＴｙｐｅ

（２ ｃｈａｒ） （ｎ ｃｈａｒ）

 

Ｒｅｃｏｒｄ Ｍａｒｋ ： レコードの開始を意味する  “：” （コロン） を記述します。 

Ｌｏａｄ ＲｅｃＬｅｎ ： Ｉｎｆｏ ｏｒ Ｄａｔａ フィールドのデ－タバイト数を表します。 

Ｏｆｆｓｅｔ ： デ－タの先頭アドレスを示します。 

ＲｅｃＴｙｐｅ ： レコ－ドタイプを表します。 
 “００” ： デ－タレコ－ド 

 “０１” ： エンドレコ－ド 

 “０２” ： 拡張アドレスレコ－ド 

 “０３” ： 開始アドレスレコ－ド 
 “０４” ： 拡張リニアアドレスレコ－ド 

 “０５” ： 開始リニアアドレスレコ－ド 

Ｉｎｆｏ ｏｒ Ｄａｔａ ： １Ｂｙｔｅのデ－タを２ＢｙｔｅのＡＳＣＩＩで表します。最初のデ－タが上位を示します。 

ＣｈｋＳｕｍ ： Ｌｏａｄ ＲｅｃＬｅｎ からＩｎｆｏ ｏｒ Ｄａｔａ の最後のデータまで加算し、その結果の２

の補数をとった値。 
 

詳細は 『Intel Hexadecimal Object File Format Specification』 を参照下さい。 

 

 

（２）Ｍｏｔｏｒｏｌａ－Ｓ 

Ｍｏｔｏｒｏｌａ－Ｓファイルはバイナリデータを１６進数で表現したアスキーキャラクタで構成されます。ファイルはテキストフ

ァイルなので、汎用のテキストエディタで編集可能です。各レコードは以下のフォーマットで構成されます。 

Ｔｙｐｅ 

（２ ｃｈａｒ） 

Ｃｏｕｎｔ 

（２ ｃｈａｒ） （０～６４ ｃｈａｒ）  （２ ｃｈａｒ） 

ＣｈｋＳｕｍ Ｄａｔａ Ａｄｄｒｅｓｓ 

（４，６，８ ｃｈａｒ）

 

Ｔｙｐｅ ： レコ－ドタイプを表します。 

 “Ｓ０” ： モジュール名やバージョン等のコメントが定義されます。 

 “Ｓ１” ： バイトデータの定義 

 “Ｓ２” ： １６ビットデータの定義 
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 “Ｓ３” ： ３２ビットデータの定義 
 “Ｓ５” ： Ｓ１／Ｓ２／Ｓ３レコードのレコード数の定義 

 “Ｓ７” ： ３２ビットデータのスタートアドレス定義 

 “Ｓ８” ： １６ビットデータのスタートアドレス定義 

 “Ｓ９” ： バイトデータのスタートアドレス定義 

Ｃｏｕｎｔ ： Ａｄｄｒｅｓｓ フィールドからレコード末尾までのデータバイト数を表します。 

Ａｄｄｒｅｓｓ ： デ－タの先頭アドレスを示します。 

Ｄａｔａ ： １Ｂｙｔｅのデ－タを２ＢｙｔｅのＡＳＣＩＩで表します。最初のデ－タが上位を示します。 
ＣｈｋＳｕｍ ： Ｃｏｕｎｔ フィールドから Ｄａｔａ フィールドの最後のデータまで加算した値。 

 

 

（３）Ｂｉｎａｒｙ 

Ｂｉｎａｒｙデータ形式は、アドレス情報を持たない、連続したデータが保存されているバイナリデータファイルです。 

 

 

（４）Text 

Text データ形式は、アドレス情報を持たない、連続したデータをテキストファイルフォーマットで表現したデータファイル

です。行内にはデータを１６進数文字（０～９、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，ａ，ｂ，ｃ，ｄ，ｅ，ｆ）で記述します。データ間は（空白／

タブ）で間を空けてもあけなくてもかまいません。但し、１行内のデータ数はフラッシュメモリのデータビット幅の倍数でな

ければなりません。 

 

例 ： ８ビットデータのフラッシュメモリ２チップ構成の場合 

 

98ef 449d 09ac be8e ff8f 56ed 7743 ab9e 

38bc 4682 ffe7 8032 4487 f4a8 320d 

043A503bBBdE00433356 

E467 098c 554F 

 

 

 

 

 

 

 

８．２．２ デバイスファイル 
 

デバイスファイルは、デバイスの制御情報が記述されている，Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｂｕｇｇｅｒ独自フォーマットのテキストファイル

です。デバイスのピン数、データの書き込みシーケンス、セクタ情報等データの書き込み／読み取りに必要な情報が記

述されおり、データの書き込み／読み取りを行うために必ず必要なファイルです。 

 

記述の方法に関してはコマンドリファレンス付録Ｄを参照下さい。 
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デバイスファイル例： 

 
 // 

// Power Debugger Flash Memory Device Definition File 

// 

DevVer  1 1 

DevMaker  Fujitsu 

DevName  MBM29F002TC 

 

// Device definition 

DevDef Adr 18 

DevDef Data 8 

DevDef Sector 7 

DevDef CS1 ON NEG H 

 

 

DevDef Byte OFF 

DevDef Reset ON NEG H 

DevDef WP OFF 

 

 

ProgramStart   // program flow definition 

 WriteData 0x555 0xaa 

 WriteData 0x2aa 0x55 

 WriteData 0x555 0xa0 

 WriteData #Address #Data 

 

 :Data_Polling 

 ReadData #Address 

 CompData 0x80 #Data then :OK 

 CompData 0x20 0x20 else :Data_Polling 

 ReadData #Address 

 CompData 0x80 #Data then :OK else :Error_Det 

 

 :OK 

End 

 

 :Error_Det 

 Error 

ProgramEnd   // program flow definition end 

 

 

ChipEraseStart   // chip erase flow definition 

 

 

ChipEraseEnd   // chip erase flow definition end 

 

 

SectorEraseStart   // sector erase flow definition 

 

 

SectorEraseEnd   // sector erase flow definition end 

 

// 

// Sector Area Range 

// 

//  Num Start_Adr End_Adr  Erase_Adr 

//------------------------------------------------------------ 

Sector 0 0x00000000 0x0000ffff 0x00000000  // 64KByte 

Sector 1 0x00010000 0x0001ffff 0x00010000  // 64Kbyte 

Sector 2 0x00020000 0x0002ffff 0x00020000  // 64KByte 

Sector 3 0x00030000 0x00037fff 0x00030000  // 32KByte 

Sector 4 0x00038000 0x00039fff 0x00038000  //  8KByte 

Sector 5 0x0003a000 0x0003bfff 0x0003a000  //  8KByte 

Sector 6 0x0003c000 0x0003ffff 0x0003c000  // 16KByte  

………

チ ップ イレ ー ス シ ー ケ ン ス を 記 述  

セ クタイレ ー ス シ ー ケ ン ス を 記 述  

デ ー タ書 き 込 み  
シ ー ケ ン ス  

８．２．２－１ デバイスファイル例 
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８．２．３ チップ構成 
オンボード書き込みで書き込み可能なフラッシュメモリのアドレス信号は、１０～３２ビット、データ信号は８／１６／３２ビ

ットの組み合わせとなります。又チップ数は１／２／４チップに対応しています。組み合わせ可能なチップ構成を以下に

します。 
 
示

Ｎｏ アドレス データ チップ容量 チップ数 全体容量 
１ １ Ｃｈｉｐ １ ＫＢｙｔｅ 
２ ２ Ｃｈｉｐ ２ ＫＢｙｔｅ 
３ 

８ ｂｉｔ １ ＫＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ４ ＫＢｙｔｅ 

４ １ Ｃｈｉｐ ２ ＫＢｙｔｅ 
５ 

１６ ｂｉｔ ２ ＫＢｙｔｅ  
２ Ｃｈｉｐ ４ ＫＢｙｔｅ 

６ 

１０ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ４ ＫＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ４ ＫＢｙｔｅ 
７ １ Ｃｈｉｐ ２ ＫＢｙｔｅ 
８ ２ Ｃｈｉｐ ４ ＫＢｙｔｅ 
９ 

８ ｂｉｔ ２ ＫＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ８ ＫＢｙｔｅ 

１０ １ Ｃｈｉｐ ４ ＫＢｙｔｅ 
１１ 

１６ ｂｉｔ ４ ＫＢｙｔｅ  
２ Ｃｈｉｐ ８ ＫＢｙｔｅ 

１２ 

１１ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ８ ＫＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ８ ＫＢｙｔｅ 
１３ １ Ｃｈｉｐ ４ ＫＢｙｔｅ 
１４ ２ Ｃｈｉｐ ８ ＫＢｙｔｅ 
１５ 

８ ｂｉｔ ４ ＫＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ １６ ＫＢｙｔｅ 

１６ １ Ｃｈｉｐ ８ ＫＢｙｔｅ 
１７ 

１６ ｂｉｔ ８  ＫＢｙｔｅ
２ Ｃｈｉｐ １６ ＫＢｙｔｅ 

１８ 

１２ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ １６ ＫＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ １６ ＫＢｙｔｅ 
１９ １ Ｃｈｉｐ ８ ＫＢｙｔｅ 
２０ ２ Ｃｈｉｐ １６ ＫＢｙｔｅ 
２１ 

８ ｂｉｔ ８ ＫＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ３２ ＫＢｙｔｅ 

２２ １ Ｃｈｉｐ １６ ＫＢｙｔｅ 
２３ 

１６ ｂｉｔ １６ ＫＢｙｔｅ  
２ Ｃｈｉｐ ３２ ＫＢｙｔｅ 

２４ 

１３ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ３２ ＫＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ３２ ＫＢｙｔｅ 
２５ １ Ｃｈｉｐ １６ ＫＢｙｔｅ 
２６ ２ Ｃｈｉｐ ３２ ＫＢｙｔｅ 
２７ 

８ ｂｉｔ １６ ＫＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ６４ ＫＢｙｔｅ 

２８ １ Ｃｈｉｐ ３２ ＫＢｙｔｅ 
２９ 

１６ ｂｉｔ ３２ ＫＢｙｔｅ  
２ Ｃｈｉｐ ６４ ＫＢｙｔｅ 

３０ 

１４ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ６４ ＫＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ６４ ＫＢｙｔｅ 
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Ｎｏ アドレス データ チップ容量 チップ数 全体容量 
３１ １ Ｃｈｉｐ ３２ ＫＢｙｔｅ 
３２ ２ Ｃｈｉｐ ６４ ＫＢｙｔｅ 
３３ 

８ ｂｉｔ ３２ ＫＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ １２８ ＫＢｙｔｅ 

３４ １ Ｃｈｉｐ ６４ ＫＢｙｔｅ 
３５ 

１６ ｂｉｔ ６４ ＫＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ １２８ ＫＢｙｔｅ 

３６ 

１５ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ １２８ ＫＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ １２８ ＫＢｙｔｅ 
３７ １ Ｃｈｉｐ ６４ ＫＢｙｔｅ 
３８ ２ Ｃｈｉｐ １２８ ＫＢｙｔｅ 
３９ 

８ ｂｉｔ ６４ ＫＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ２５６ ＫＢｙｔｅ 

４０ １ Ｃｈｉｐ １２８ ＫＢｙｔｅ 
４１ 

１６ ｂｉｔ １２８ ＫＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ２５６ ＫＢｙｔｅ 

４２ 

１６ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ２５６ ＫＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ２５６ ＫＢｙｔｅ 
４３ １ Ｃｈｉｐ １２８ ＫＢｙｔｅ 
４４ ２ Ｃｈｉｐ ２５６ ＫＢｙｔｅ 
４５ 

８ ｂｉｔ １２８ ＫＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ５１２ ＫＢｙｔｅ 

４６ １ Ｃｈｉｐ ２５６ ＫＢｙｔｅ 
４７ 

１６ ｂｉｔ ２５６ ＫＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ５１２ ＫＢｙｔｅ 

４８ 

１７ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ５１２ ＫＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ５１２ ＫＢｙｔｅ 
４９ １ Ｃｈｉｐ ２５６ ＫＢｙｔｅ 
５０ ２ Ｃｈｉｐ ５１２ ＫＢｙｔｅ 
５１ 

８ ｂｉｔ ２５６ ＫＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ １ ＭＢｙｔｅ 

５２ １ Ｃｈｉｐ ５１２ ＫＢｙｔｅ 
５３ 

１６ ｂｉｔ ５１２ ＫＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ １ ＭＢｙｔｅ 

５４ 

１８ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ １ ＭＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ １ ＭＢｙｔｅ 
５５ １ Ｃｈｉｐ ５１２ ＫＢｙｔｅ 
５６ ２ Ｃｈｉｐ １ ＭＢｙｔｅ 
５７ 

８ ｂｉｔ ５１２ ＫＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ２ ＭＢｙｔｅ 

５８ １ Ｃｈｉｐ １ ＭＢｙｔｅ 
５９ 

１６ ｂｉｔ １ ＭＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ２ ＭＢｙｔｅ 

６０ 

１９ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ２ ＭＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ２ ＭＢｙｔｅ 
６１ １ Ｃｈｉｐ １ ＭＢｙｔｅ 
６２ ２ Ｃｈｉｐ ２ ＭＢｙｔｅ 
６３ 

８ ｂｉｔ １ ＭＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ４ ＭＢｙｔｅ 

６４ １ Ｃｈｉｐ ２ ＭＢｙｔｅ 
６５ 

１６ ｂｉｔ ２ ＭＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ４ ＭＢｙｔｅ 

６６ 

２０ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ４ ＭＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ４ ＭＢｙｔｅ 
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Ｎｏ アドレス データ チップ容量 チップ数 全体容量 
６７ １ Ｃｈｉｐ ２ ＭＢｙｔｅ 
６８ ２ Ｃｈｉｐ ４ ＭＢｙｔｅ 
６９ 

８ ｂｉｔ ２ ＭＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ８ ＭＢｙｔｅ 

７０ １ Ｃｈｉｐ ４ ＭＢｙｔｅ 
７１ 

１６ ｂｉｔ ４ ＭＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ８ ＭＢｙｔｅ 

７２ 

２１ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ８ ＭＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ８ ＭＢｙｔｅ 
７３ １ Ｃｈｉｐ ４ ＭＢｙｔｅ 
７４ ２ Ｃｈｉｐ ８ ＭＢｙｔｅ 
７５ 

８ ｂｉｔ ４ ＭＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ １６ ＭＢｙｔｅ 

７６ １ Ｃｈｉｐ ８ ＭＢｙｔｅ 
７７ 

１６ ｂｉｔ ８ ＭＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ １６ ＭＢｙｔｅ 

７８ 

２２ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ １６ ＭＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ １６ ＭＢｙｔｅ 
７９ １ Ｃｈｉｐ ８ ＭＢｙｔｅ 
８０ ２ Ｃｈｉｐ １６ ＭＢｙｔｅ 
８１ 

８ ｂｉｔ ８ ＭＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ８ ＭＢｙｔｅ 

８２ １ Ｃｈｉｐ １６ ＭＢｙｔｅ 
８３ 

１６ ｂｉｔ １６ ＭＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ３２ ＭＢｙｔｅ 

８４ 

２３ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ３２ ＭＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ３２ ＭＢｙｔｅ 
８５ １ Ｃｈｉｐ １６ ＭＢｙｔｅ 
８６ ２ Ｃｈｉｐ ３２ ＭＢｙｔｅ 
８７ 

８ ｂｉｔ １６ ＭＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ６４ ＭＢｙｔｅ 

８８ １ Ｃｈｉｐ ３２ ＭＢｙｔｅ 
８９ 

１６ ｂｉｔ ３２ ＭＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ６４ ＭＢｙｔｅ 

９０ 

２４ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ６４ ＭＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ６４ ＭＢｙｔｅ 
９１ １ Ｃｈｉｐ ３２ ＭＢｙｔｅ 
９２ ２ Ｃｈｉｐ ６４ ＭＢｙｔｅ 
９３ 

８ ｂｉｔ ３２ ＭＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ １２８ ＭＢｙｔｅ 

９４ １ Ｃｈｉｐ ６４ ＭＢｙｔｅ 
９５ 

１６ ｂｉｔ ６４ ＭＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ １２８ ＭＢｙｔｅ 

９６ 

２５ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ １２８ ＭＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ １２８ ＭＢｙｔｅ 
９７ １ Ｃｈｉｐ ６４ ＭＢｙｔｅ 
９８ ２ Ｃｈｉｐ １２８ ＭＢｙｔｅ 
９９ 

８ ｂｉｔ ６４ ＭＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ２５６ ＭＢｙｔｅ 

１００ １ Ｃｈｉｐ １２８ ＭＢｙｔｅ 
１０１ 

１６ ｂｉｔ １２８ ＭＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ２５６ ＭＢｙｔｅ 

１０２ 

２６ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ２５６ ＭＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ２５６ ＭＢｙｔｅ 
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Ｎｏ アドレス データ チップ容量 チップ数 全体容量 
１０３ １ Ｃｈｉｐ １２８ ＭＢｙｔｅ 
１０４ ２ Ｃｈｉｐ ２５６ ＭＢｙｔｅ 
１０５ 

８ ｂｉｔ １２８ ＭＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ５１２ ＭＢｙｔｅ 

１０６ １ Ｃｈｉｐ ２５６ ＭＢｙｔｅ 
１０７ 

１６ ｂｉｔ ２５６ ＭＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ５１２ ＭＢｙｔｅ 

１０８ 

２７ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ５１２ ＭＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ５１２ ＭＢｙｔｅ 
１０９ １ Ｃｈｉｐ ２５６ ＭＢｙｔｅ 
１１０ ２ Ｃｈｉｐ ５１２ ＭＢｙｔｅ 
１１１ 

８ ｂｉｔ ２５６ ＭＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ １ ＧＢｙｔｅ 

１１２ １ Ｃｈｉｐ ５１２ ＭＢｙｔｅ 
１１３ 

１６ ｂｉｔ ５１２ ＭＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ １ ＧＢｙｔｅ 

１１４ 

２８ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ １ ＧＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ １ ＧＢｙｔｅ 
１１５ １ Ｃｈｉｐ ５１２ ＭＢｙｔｅ 
１１６ ２ Ｃｈｉｐ １ ＧＢｙｔｅ 
１１７ 

８ ｂｉｔ ５１２ ＭＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ２ ＧＢｙｔｅ 

１１８ １ Ｃｈｉｐ １ ＧＢｙｔｅ 
１１９ 

１６ ｂｉｔ １ ＧＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ２ ＧＢｙｔｅ 

１２０ 

２９ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ２ ＧＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ２ ＧＢｙｔｅ 
１２１ １ Ｃｈｉｐ １ ＧＢｙｔｅ 
１２２ ２ Ｃｈｉｐ ２ ＧＢｙｔｅ 
１２３ 

８ ｂｉｔ １ ＧＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ４ ＧＢｙｔｅ 

１２４ １ Ｃｈｉｐ ２ ＧＢｙｔｅ 
１２５ 

１６ ｂｉｔ ２ ＧＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ４ ＧＢｙｔｅ 

１２６ 

３０ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ４ ＧＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ４ ＧＢｙｔｅ 
１２７ １ Ｃｈｉｐ ２ ＧＢｙｔｅ 
１２８ ２ Ｃｈｉｐ ４ ＧＢｙｔｅ 
１２９ 

８ ｂｉｔ ２ ＧＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ ８ ＧＢｙｔｅ 

１３０ １ Ｃｈｉｐ ４ ＧＢｙｔｅ 
１３１ 

１６ ｂｉｔ ４ ＧＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ ８ ＧＢｙｔｅ 

１３２ 

３１ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ ８ ＧＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ ８ ＧＢｙｔｅ 
１３３ １ Ｃｈｉｐ ４ ＧＢｙｔｅ 
１３４ ２ Ｃｈｉｐ ８ ＧＢｙｔｅ 
１３５ 

８ ｂｉｔ ４ ＧＢｙｔｅ 
４ Ｃｈｉｐ １６ ＧＢｙｔｅ 

１３６ １ Ｃｈｉｐ ８ ＧＢｙｔｅ 
１３７ 

１６ ｂｉｔ ８ ＧＢｙｔｅ 
２ Ｃｈｉｐ １６ ＧＢｙｔｅ 

１３８ 

３２ ｂｉｔ 

３２ ｂｉｔ １６ ＧＢｙｔｅ １ Ｃｈｉｐ １６ ＧＢｙｔｅ 
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８．２．４ 接続信号 
 
フラッシュメモリのオンボード書き込みに必要な接続信号を以下に示します。 
 
 Ａｄｄｒｅｓｓ００～ｘｘ  ： アドレス信号 
 Ｄａｔａ００～ｘｘ  ： データ信号。８／１６／３２ビットのバス幅に対応しています。 
 Ｃｈｉｐ Ｓｅｌｅｃｔ１（ＣＳ１） ： チップセレクト信号 
 Ｃｈｉｐ Ｓｅｌｅｃｔ２（ＣＳ２）＊１ ： チップセレクト信号（複数のＣＳ信号をもつデバイスの場合） 
 Ｗｒｉｔｅ Ｅｎａｂｌｅ１（ＷＥ１） ： 書き込みイネーブル信号 
 Ｗｒｉｔｅ Ｅｎａｂｌｅ２（ＷＥ２）＊１ ： 書き込みイネーブル（複数のＷＥ信号をもつデバイスの場合） 
 Ｏｕｔｐｕｔ Ｅｎａｂｌｅ１（ＯＥ１） ： 読み出しイネーブル信号 
 Ｏｕｔｐｕｔ Ｅｎａｂｌｅ２（ＯＥ２）＊１ ： 読み出しイネーブル信号（複数のＯＥ信号をもつデバイスの場合） 
 Ｂｙｔｅ＊１   ： ＢＹＴＥ／ＷＯＲＤ切り替え信号 
 Ｒｅｓｅｔ＊１   ： リセット信号 
 Ｗｒｉｔｅ Ｐｒｏｔｅｃｔ（ＷＰ）＊１ ： 書き込み禁止信号 
  
＊１ ： オプション信号です。 
 
 
 
８．２．５ メモリデータ書き込み 
 
フラッシュメモリ書き込みのダイアログは、［書き込み設定］，［ポート設定］，［メモリ読み出し］，［オプション］の４つのタ

ブに分かれています。以下にその設定内容の詳細を示します。 
 
［書き込み設定］ ： 書き込みデバイス名、データファイルの指定など基本的な設定を行ないます。 
［ポート設定］ ： 書き込みデバイスが接続されたバウンダリスキャンデバイスのポートを指定します。 
［メモリ読み出し］ ： フラッシュメモリに書き込まれたデータの読み出しを行ないます。 
［オプション］ ： フラッシュメモリ書き込みのオプション設定を行ないます。 
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（１）書き込み設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８．２．５－１ 書き込み設定画面 
 

①ＤｅｉｃｅＦｉｌｅ名： 
書き込みを行なうフラッシュメモリのデバイスファイルを指定します。デバイスファイルは、デバイスの制御情報が

記述されているテキストファイルです。最新のデバイスファイルは弊社ホームページからダウンロードするか、担

当窓口にお問い合わせください。 

 
②データファイルタイプ： 

フラッシュメモリに書き込むデータのファイルタイプを指定します。書き込みデータファイルは、Ｉｎｔｅｌ－ＨＥＸ 、Ｍｏｔ

ｏｒｏｌａ－Ｓ 、Ｂｉｎａｒｙ ，Ｔｅｘｔ データフォーマットから選択します。 各フォーマットの詳細は、『８．２．１ 書き込み

ファイルのタイプ』 を参照ください。 
 

③書き込みファイル名： 
フラッシュメモリに書き込むデータのファイル名を指定します。「②データファイルタイプ」で指定されたフォーマット

に基づいた読み込み処理がされます。 
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④オフセットアドレス ： 

書き込むデータのオフセットを指定します。「③書き込みファイル名」で指定したデータファイルから読み取ったデ

ータに対するアドレスに、ここで指定したオフセットアドレスを加算したアドレスにデータを書き込みます。Ｂｉｎａｒｙ形

式や、Ｔｅｘｔ形式のデータフォーマットのようにアドレス情報を持たないデータの書き込みをする場合に指定しま

す。 
 

⑤アドレス範囲： 
書き込みファイル名で指定したデータファイルから読み取ったデータの全てではなく、一部分のみの書き込みを行

なう場合、「アドレス範囲を有効とする」のチェックボックスをオンにして、範囲指定を行ないます。「④オフセットアド

レス」で指定した値を加算したアドレスに対して範囲の評価を行ないます。 
 

⑥バイトオーダー： 
１６ビット以上の複数バイト幅の書き込みを行なう際のバイトオーダーを指定します。ビッグエンディアンでは、最

上位のバイト（ＭＳＢ）から順番にアドレスの昇順（０→１→２→３→．．．．）に格納するような書き込みを行ない、リ

トルエンディアンでは、最小位のバイト（ＬＳＢ）から順番にアドレスの昇順（０→１→２→３→．．．．）に格納するよう

な書き込みを行ないます。 
 

３２ｂｉｔデータ構成の場合，ビッグエンディアンでは、データファイルの書き込みデータ４バイト（０ｘ１２ － ０ｘ３４ 

－ ０ｘ５６ － ０ｘ７８） は 
 

 ｂｉｔ３１－ｂｉｔ２４ ： ０ｘ１２ 
 ｂｉｔ２３－ｂｉｔ１６ ： ０ｘ３４ 
 ｂｉｔ１５－ｂｉｔ０８ ： ０ｘ５６ 
 ｂｉｔ０７－ｂｉｔ００ ： ０ｘ７８ 

 
の順に格納されます。 

 
３２ｂｉｔデータ構成の場合，リトルエンディアンでは、データファイルの書き込みデータ４バイト（０ｘ１２ － ０ｘ３４ 

－ ０ｘ５６ － ０ｘ７８） は 
 

 ｂｉｔ３１－ｂｉｔ２４ ： ０ｘ７８ 
 ｂｉｔ２３－ｂｉｔ１６ ： ０ｘ５６ 
 ｂｉｔ１５－ｂｉｔ０８ ： ０ｘ３４ 
 ｂｉｔ０７－ｂｉｔ００ ： ０ｘ１２ 

 
の順に格納されます。 
一般的にＲＩＳＣ系ＣＰＵでは、ビッグエンディアンが、Ｉｎｔｅｌ系ＣＰＵでは、リトルエンディアンが採用されています。 

 
⑦データ書き込み後のベリファイ： 

このチェックボックスをオンにすると、書き込みワード単位に読み出しを行ない、書き込みの確認を行います。 
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⑧動作： 

セクタ消去＆プログラム ： 書き込み対象とセクタを消去した後、データの書き込みを行ないます。 
プログラムのみ ： データの書き込みを行ないます。あらかじめ、書き込みセクタの消去がされている

必要があります。 
チップ消去 ： チップ全体の消去を行ないます。 

 
 
（２）ポートの設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８．２．５－２ ポート設定画面 
 

①構成アドレスビット幅： 
ターゲットボード上で使用している書き込み対象のフラッシュメモリのアドレス信号のビット幅を指定します。デバイ

スのアドレス線の数ではありません。例えば、８ビットデータ幅で２５６ＫＢｙｔｅの容量をもつデバイス（アドレス信号

数：１８本）のアドレス信号１６本をバウンダリスキャンデバイスに接続して、６４ＫＢｙｔｅ のみを使用している場合

は、アドレスビット幅：１６ｂｉｔ を指定します。 
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②構成データビット幅： 

ターゲットボードで使用している書き込み対象のフラッシュメモリのデータ信号のビット幅とチップ構成を指定しま

す。 
 
８ Ｂｉｔ ｘ １ Ｃｈｉｐ （８Ｂｉｔ データバス幅） 
８ Ｂｉｔ ｘ ２ Ｃｈｉｐ （１６Ｂｉｔ データバス幅） 
８ Ｂｉｔ ｘ ４ Ｃｈｉｐ （３２Ｂｉｔ データバス幅） 
１６ Ｂｉｔ ｘ １ Ｃｈｉｐ （１６Ｂｉｔ データバス幅） 
１６ Ｂｉｔ ｘ ２ Ｃｈｉｐ （３２Ｂｉｔ データバス幅） 
３２ Ｂｉｔ ｘ １ Ｃｈｉｐ （３２Ｂｉｔ データバス幅） 
 
の中から選択します。 

 
③インスタンス ID／ポートＩＤ： 

設定するインスタンスＩＤを選択します。 
設定するインスタンスＩＤとポートＩＤを選択し、割りつけたいＡｄｄｒｅｓｓ信号又はＤａｔａ信号又はＣｏｎｔｒｏｌ信号をクリ

ックしてハイライト表示した後、 ［選択した項目の変更］ ボタンをクリックすると対象の信号が設定されます。 
 
設定した項目の設定を解除する場合は、設定解除したいＡｄｄｒｅｓｓ信号又はＤａｔａ信号又はＣｏｎｔｒｏｌ信号をクリッ

クしてハイライト表示した後、 ［選択した項目の削除］ ボタンをクリックすると対象の信号が設定解除されます。 
 

④Ｆｒｏｍ Ｆｉｌｅ．．．ボタン／Ｔｏ Ｆｉｌｅ．．．ボタン： 
ポート設定情報の読み出し／保存を行います。ＤＰＦファイルは、フラッシュメモリのポート設定情報を記述したテ

キストファイルです。［Ｆｒｏｍ Ｆｉｌｅ．．．］ボタンで保存されたポート設定情報を読み出します。［Ｔｏ Ｆｉｌｅ．．．］ボタ

ンで設定されたポート設定情報をＤＰＦファイルに保存します。 
ＤＰＦファイルは、［Ｔｏ Ｆｉｌｅ．．．］ボタンでテンプレートを作成して、テキストエディタを用いて、必要な箇所を変更

することで、間単に作成することができます。生成されたＤＰＦファイルは、他のプロジェクトでも読み込み可能です

ので、共通的な回路であれば、ＤＰＦファイルをコピーして読み出すことにより、流用が可能です。 
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（３）メモリ読み出し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８．２．５－３ メモリ読み出し画面 
 
 

①開始アドレス／終了アドレス： 
フラッシュメモリの読み出し開始アドレスと終了アドレスを指定します。 

 
②読み込み： 

読み込みボタンをクリックすると、フラッシュメモリからデータの読み込みを行ないデータの表示を行ないます。読

み込み実行中は、［中止］に表示が変わります。読み込み実行中に、［中止］ボタンをクリックすると、処理が中止

されます。 
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（４）オプション 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８．２．５－４ オプション設定画面 
 

①コマンドビューにステータス出力を行なう： 
フラッシュメモリのアクセスシーケンスログを表示します。正常に書き込みが出来ない時等、デバッグ時に使用しま

す。 

 
②エラーのポップアップ出力を行なう： 

フラッシュメモリのアクセス時、エラーが発生すると、ポップアップ表示を行ない、処理を一時停止します。 

 
③Ｉｎｔｅｌ－ＨＥＸ フォーマットファイル オプション： 

Ｓｕｍチェックを行なう。 ： 各レコード毎にチェックサムを計算し、レコード最後尾のＣｈｋＳｕｍ値

との比較を行ないます。 
規定外のレコードタイプをエラーとする。 ： ００ ０１ ０２ ０３ ０４ ０５ 以外のレコードタイプを検出すると、エラ

ーを出力します。 

 

詳細は、『８．２．１ 書き込みファイルのタイプ』 を参照ください。 
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④Ｍｏｔｏｒｏｌａ－Ｓフォーマットファイル オプション： 

 
Ｓｕｍチェックを行なう。 ： 各レコード毎にチェックサムを計算し、レコード最後尾のＣｈｋＳｕｍ値

との比較を行ないます。 
規定外のレコードタイプをエラーとする。 ： Ｓ０ Ｓ１ Ｓ２ Ｓ３ Ｓ４ Ｓ５ Ｓ７ Ｓ８ Ｓ９ 以外のレコードタイプを

検出すると、エラーを出力します。 

Ｓ５レコードのチェックを行なう。 ： Ｓ５レコードはＳ１／Ｓ２／Ｓ３レコードのレコード数の定義を行ないま

す。Ｓ１／Ｓ２／Ｓ３レコードの数をカウントし、Ｓ５レコードの値と比較

を行ないます。 

 
詳細は、『８．２．１ 書き込みファイルのタイプ』 を参照ください。 

 
⑤プログラム実行時の無限ループ保護時間： 

フラッシュメモリプログラム実行中、プログラムシーケンスの無限ループに陥らないように、プログラムシーケンス

の実行時間を制限します。この制限時間を秒で指定します。 

 
⑥チップ消去時の無限ループ保護時間： 

フラッシュメモリチップ消去実行中、プログラムシーケンスの無限ループに陥らないように、プログラムシーケンス

の実行時間を制限します。通常、チップ消去はセクタ書き込みやセクタ消去に比較して時間が必要なため、別に

指定するようになっています。 
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８．２．６ 書き込み時間の見積もり 
 
フラッシュメモリの書き込み時間は以下の式で示されます。 
 

Ｔｅｓ ：セクタ消去時間 
Ｎｓ ：消去セクタ数 
Ｔｗｒ ：データ書き込み時間 
Ｎｄ ：書き込みデータ数 

 
書き込み時間［Ｔａｌｌ］ ＝ Ｔｅｓ × Ｎｓ ＋ Ｔｗｒ ×Ｎｄ 

 
ここで、セクタ消去時間［Ｔｅｓ］は 
 

セクタ消去時間［Ｔes］ ＝ セクタ消去アクション時間［Ｔｅａ］ ＋ セクタ消去確認時間［Ｔｅｒ］ 
 
となり、セクタ消去確認時間［Ｔｅｒ］はデバイスのセクタ消去時間で、デバイスに依存し、通常、数１０ｍｓｅｃ～数秒程度

です。セクタ消去アクション時間［Ｔｅａ］はデバイス定義ファイルで定義されるセクタ消去シーケンスのアクセス回数に依

存します。 
 
仮に 
 WriteData 0x555 0xaa 
 WriteData 0x2aa 0x55 
 WriteData 0x555 0x80 
 WriteData 0x555 0xaa 
 WriteData 0x2aa 0x55 
 WriteData 0x555 0x10 
 
で示されるセクタ消去シーケンスの場合、６回の書き込みシーケンスが必要です。この場合、 
 
セクタ消去アクション時間［Ｔｅａ］ ＝ データ出力時間［Ｔｏｕｔ］ × ６ 
 
となります。 
 
データ出力時間［Ｔｏｕｔ］はバウンダリスキャンを用いた一連のデータ出力処理時間で以下の式で表されます。 
 
データ出力時間［Ｔｏｕｔ］ ＝ スキャンチェインレジスタ数 × （１／書き込みＣＬＫ周波数［Ｆｃｌｋ］） 

× アクセスシ－ケンス数（２） + ＣＰＵ処理時間 
 
となります。スキャンチェインレジスタ数は、スキャンチェインを構成するバウンダリスキャンレジスタの数です。フラッシ

ュメモリに接続されないデバイスはバイパスモードとなるので、フラッシュメモリに接続されるデバイスのバウンダリスキ

ャンレジスタ数の合計値となります。（強制出力やピンモニタ機能が有効になっているデバイスは、バイパスモードとな
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らず合計値の対象となります。） 
書き込みＣＬＫ周波数［Ｆｃｌｋ］は書き込みアダプタから出力されるＴＣＫの周波数で、［ツール］－［アダプタの設定］で測

定できます。アクセスシーケンス数は書き込み及び読み取り処理で必要なシーケンス数で２となります。 
 
又、ＣＰＵ処理時間はホストＰＣのＣＰＵ処理能力／ＯＳによって異なってきます。 
 
データ書き込み時間［Ｔｗｒ］はデバイス定義ファイルで定義されるセクタデータ書き込みシーケンスのアクセス回数に依

存します。 
 
仮に 
 WriteData 0x555 0xaa 
 WriteData 0x2aa 0x55 
 WriteData 0x555 0xa0 
 WriteData #Address #Data 
 :Data_Polling 
 ReadData #Address 
 
で示される書き込みシーケンスの場合、４回の書き込みと１回の読み取りが必要です。この場合、 
 
データ書き込み時間［Ｔｗｒ］ ＝ データ出力時間［Ｔｏｕｔ］ × （ ４ ＋ １ ） 
 
となります。データ出力時間［Ｔｏｕｔ］は、セクタ消去アクション時間［Ｔｅａ］で説明した値です。 
 
仮に、消去／書き込みシーケンスのアクセス回数は上記の値として、以下の条件の場合 
ＣＰＵ  ： セレロン ４００ＭＨｚ 
書き込み周波数 ： ５０ＫＨｚ 
スキャンチェインセル数： ８８０ 
 
書き込みセクタ数 ： １ 
セクタ当りのデータ数 ： ８ＫＢｙｔｅ 
メモリデータ幅 ： １６ｂｉｔ 
セクタ消去時間 ： １ｓｅｃ 
ＣＰＵ処理時間 ： １０ｍｓ （ ＣＰＵ処理時間は、ＣＰＵの種類、動作周波数、ＯＳ等の条件で異なります。） 
 
データ出力時間［Ｔｏｕｔ］ ＝ ８８０ × １／５０ＫＨｚ × ２ + １０ｍｓ 
   ＝ ４５．２ ｍｓ 
となり、書き込み時間［Ｔａｌｌ］は 
 
書き込み時間［Ｔａｌｌ］ ＝ ４５．２ｍｓ × ６ ＋ １ｓｅｃ ＋ ４５．２ｍｓ × ５ × （ ８Ｋ ／ ２ ） 

＝ ９２７ ｓｅｃ ≒ １５分 
となります。 
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８．２．７ 書き込み時間の高速化 
 
バウンダリスキャンを用いたフラッシュメモリの書き込みは、スキャンチェイン接続されたバウンダリスキャンセルに対し

てシリアルで設定するために、非常に低速度になってしまいます。しかし、フラッシュメモリに接続するデバイスの選択

や、スキャンチェインデバイスの設定を変えることで高速化することができます。以下の例で示します。 
 

 

Flash
Memory

強制レベル 
設定 

TAP Cont TAP Cont TAP ContTAP Cont
TDi 

TDo 

バイパス設定
されない 

バイパス設定さ
れ１ビットのシフ
トレジスタとなる

図８．２．７－１ フラッシュメモリの接続 
 
 
（１）フラッシュメモリに接続される、バウンダリスキャンデバイスの数を少なくする。 
フラッシュメモリ書き込み処理を実行時、フラシュメモリに接続されないスキャンチェイン上のバウンダリスキャンデバイ

スは、バイパス設定され、１ビットのシフトレジスタになります。フラッシュメモリに接続される、バウンダリスキャンデバイ

スの数を少なくすることで、シフトレジスタの数を少なくすることができ、高速化につながります。 
 
（２）強制設定やモニタ設定を解除する。 
フラッシュメモリ書き込み処理を実行時、フラシュメモリに接続されないスキャンチェイン上のバウンダリスキャンデバイ

スは、バイパス設定されますが、信号の強制出力設定や、モニタ設定があると、バイパス設定されません。フラッシュメ

モリアクセス時は、不要な強制設定やモニタ設定を解除してください。 
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８．３ シリアルＥＥＰＲＯＭ書き込み 
８．３．１ 対応デバイス 
 

対応しているシリアルＥＥＰＲＯＭの種別は以下の通りです。 

 

（１） Ｉ２Ｃ 

（２） ＳＰＩ 

（３） Microwire 

 

 Ｉ２Ｃ ＳＰＩ Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ 

必要な信号 ＳＣＬ、ＳＤＡ ＳＣＫ、ＣＳ、ＳＩ、ＳＯ ＳＫ、ＣＳ、ＳＩ、ＳＯ 

オプション信号 

 

Ｐｒｏｔｅｃｔ Ｐｒｏｔｅｃｔ 

Ｈｏｌｄ 

Ｐｒｏｔｅｃｔ 

 

 

８．３．２ 書き込みファイルのタイプ 
書き込みファイルは、以下のＲＯＭフォーマットをサポートしています。 

 

（１）Ｉｎｔｅｌ－ＨＥＸ 

（２）Ｍｏｔｏｒｏｌａ－Ｓ 

（３）Ｂｉｎａｒｙ 

（４）Text 

 

詳細は、『８．２．１ 書き込みファイルのタイプ』 を参照ください。 

 

 

８．３．３ デバイスファイル 
デバイスファイルは、デバイスの制御情報が記述されている，Ｐｏｗｅｒ Ｄｅｂｕｇｇｅｒ独自フォーマットのテキストファイル

です。デバイスの種別、データ容量、インストラクションセットなどの書き込み／読み取りに必要な情報が記述されおり、

シリアルＥＥＰＲＯＭデータの書き込み／読み取りを行うために必ず必要なファイルです。 

 

記述の方法に関してはコマンドリファレンス付録Ｅを参照下さい。 

 
 
８．３．４ 接続信号 
 
ＥＥＰＲＯＭのオンボード書き込みに必要な接続信号を以下に示します。 
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（１）Ｉ２Ｃ 

ＳＣＬ ： クロック信号。双方向信号です。必須指定です。 
ＳＣＤ ： データ信号。双方向信号です。必須指定です。 
Ｐｒｏｔｅｃｔ ： ライトプトレクト信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。オプションです。 

 
（２）ＳＰＩ 

ＳＣＫ ： クロック信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイスへの信号です。必須指定です。 
ＣＳ ： データ信号。双方向信号です。ＰＣ－＞ターゲットデバイスへの信号です。必須指定です。 
ＳＩ ： データ信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。必須指定です。 
ＳＯ ： データ信号。ターゲットデバイス－＞ＰＣ方向の信号です。必須指定です。 
Ｐｒｏｔｅｃｔ ： ライトプトレクト信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。オプションです。 
Ｈｏｌｄ ： ホールド信号ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。オプションです。 

 
（３）Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ 

ＳＫ ： クロック信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイスへの信号です。必須指定です。 
ＣＳ ： データ信号。双方向信号です。ＰＣ－＞ターゲットデバイスへの信号です。必須指定です。 
ＳＩ ： データ信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。必須指定です。 
ＳＯ ： データ信号。ターゲットデバイス－＞ＰＣ方向の信号です。必須指定です。 
Ｐｒｏｔｅｃｔ ： ライトプトレクト信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。オプションです。 

 
 
８．３．５ メモリデータ書き込み 
 
ＥＥＰＲＯＭメモリ書き込みのダイアログは、［書き込み設定］，［ポート設定］，［メモリ読み出し］，［オプション］の４つの

タブに分かれています。以下にその設定内容の詳細を示します。 
 

［書き込み設定］ ： 書き込みデバイス名、データファイルの指定など基本的な設定を行ないます。 
［ポート設定］ ： 書き込みデバイスが接続されたバウンダリスキャンデバイスのポートを指定します。 
［メモリ読み出し］ ： ＥＥＰＲＯＭメモリに書き込まれたデータの読み出しを行ないます。 
［デバイス設定］ ： ＥＥＰＲＯＭメモリデバイスのデバイス定義設定を行ないます。 
［オプション］ ： ＥＥＰＲＯＭメモリアクセスのオプション設定を行ないます。 
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（１）書き込み設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８．３．５－１ 書き込み設定画面 
 

①データファイルを指定する： 
書き込みを行なうデータのファイルを指定します。このチェックボックスをオフにすると、書き込みデータ エディット

ボックスに入力したデータが有効となります。 

 
②データファイルタイプ： 

ＥＥＰＲＯＭメモリに書き込むデータのファイルタイプを指定します。書き込みデータファイルは、Ｉｎｔｅｌ－ＨＥＸ 、Ｍ

ｏｔｏｒｏｌａ－Ｓ 、Ｂｉｎａｒｙ ，Ｔｅｘｔ データフォーマットから選択します。 各フォーマットの詳細は、『８．２．１ 書き込

みファイルのタイプ』 を参照ください。 
 

③書き込みファイル名： 
ＥＥＰＲＯＭメモリに書き込むデータのファイル名を指定します。「②データファイルタイプ」で指定されたフォーマット

に基づいた読み込み処理がされます。 
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④書き込みデータ： 

ＥＥＰＲＯＭメモリに書き込むデータを指定します。「①データファイルを指定する」チェックボックスをオフにするとで

有効になります。「⑤オフセットアドレス」で指定したアドレスを先頭としたアドレスで順番に書き込みが行われます。

データは、１６進数表記（先頭の０ｘは必要ありません）の空白で区切られた、８桁以内の ０～９、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、

Ｆ（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ）の文字のみ認識可能となっています。又１文字入力は２桁として、３文字入力は４桁として、５

～７文字入力は、８桁として認識されます。 
 

⑤オフセットアドレス： 
書き込むデータのオフセットを指定します。「③書き込みファイル名」で指定したデータファイルから読み取ったデ

ータに対するアドレスに、ここで指定したオフセットアドレスを加算したアドレスにデータを書き込みます。Ｂｉｎａｒｙ形

式や、Ｔｅｘｔ形式のデータフォーマットのようにアドレス情報を持たないデータの書き込みをする場合に指定しま

す。 
 

⑥アドレス範囲： 
書き込みファイル名で指定したデータファイルから読み取ったデータの全てではなく、一部分のみの書き込みを行

なう場合、ここで範囲指定を行ないます。「④オフセットアドレス」で指定した値を加算したアドレスに対して範囲の

評価を行ないます。 
 

⑦バイトオーダー： 
１６ビット以上の複数バイト幅の書き込みを行なう際のバイトオーダーを指定します。ビッグエンディアンでは、最

上位のバイト（ＭＳＢ）から順番にアドレスの昇順（０→１→２→３→．．．．）に格納するような書き込みを行ない、リ

トルエンディアンでは、最小位のバイト（ＬＳＢ）から順番にアドレスの昇順（０→１→２→３→．．．．）に格納するよう

な書き込みを行ないます。 
 

３２ｂｉｔデータ構成の場合，ビッグエンディアンでは、データファイルの書き込みデータ４バイト（０ｘ１２ － ０ｘ３４ 

－ ０ｘ５６ － ０ｘ７８） は 
 

 ｂｉｔ３１－ｂｉｔ２４ ： ０ｘ１２ 
 ｂｉｔ２３－ｂｉｔ１６ ： ０ｘ３４ 
 ｂｉｔ１５－ｂｉｔ０８ ： ０ｘ５６ 
 ｂｉｔ０７－ｂｉｔ００ ： ０ｘ７８ 

の順に格納されます。 
３２ｂｉｔデータ構成の場合，リトルエンディアンでは、データファイルの書き込みデータ４バイト（０ｘ１２ － ０ｘ３４ 

－ ０ｘ５６ － ０ｘ７８） は 
 

 ｂｉｔ３１－ｂｉｔ２４ ： ０ｘ７８ 
 ｂｉｔ２３－ｂｉｔ１６ ： ０ｘ５６ 
 ｂｉｔ１５－ｂｉｔ０８ ： ０ｘ３４ 
 ｂｉｔ０７－ｂｉｔ００ ： ０ｘ１２ 

の順に格納されます。一般的にＲＩＳＣ系ＣＰＵでは、ビッグエンディアンが、Ｉｎｔｅｌ系ＣＰＵでは、リトルエンディアン

が採用されています。 
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⑧データ書き込み後のベリファイ： 

このチェックボックスをオンにすると、書き込みワード単位（ページモードの時はページ単位）に読み出しを行ない、

書き込みの確認を行います。 
 

⑨動作： 
チップ消去＆プログラム ： チップ全体の消去を実行した後、データの書き込みを行ないます。 
プログラムのみ ： 対象範囲のデータの書き込みを行ないます。 
チップ消去 ： チップ全体の消去を行ないます。 

 
⑨書き込み禁止コマンド送信： 

ＳＰＩ，ＭｉｃｒｏＷｉｒｅ デバイスのＷｒｉｔｅＥｎａｂｌｅ コマンドを送信します。Ｉ２Ｃデバイスでは、無効となります。 
 

⑩書き込み禁止解除コマンド送信： 
ＳＰＩ，ＭｉｃｒｏＷｉｒｅ デバイスのＷｒｉｔｅＤｉｓａｂｌｅ コマンドを送信します。。Ｉ２Ｃデバイスでは、無効となります。 

 
 
（２）ポートの設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８．３．５－２ ポート設定画面 
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①インスタンス ID／ポート ID： 

ＥＥＰＲＯＭメモリデバイスの各信号が接続される、バウンダリスキャンチェインデバイスのインスタンス ID とポート

ID を指定します。接続されるＥＥＰＲＯＭメモリデバイスの種別により、対応した信号名が表示されます（ＥＥＰＲＯ

Ｍメモリデバイスの種別は、『デバイス設定』タブで指定します）。表示される信号名は、以下のようになります。 
 
（１）Ｉ２Ｃ 

ＳＣＬ ： クロック信号。双方向信号です。必須指定です。 
ＳＣＤ ： データ信号。双方向信号です。必須指定です。 
Ｐｒｏｔｅｃｔ ： ライトプトレクト信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。オプションです。 

 
（２）ＳＰＩ 

ＳＣＫ ： クロック信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイスへの信号です。必須指定です。 
ＣＳ ： データ信号。双方向信号です。ＰＣ－＞ターゲットデバイスへの信号です。必須指定です。 
ＳＩ ： データ信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。必須指定です。 
ＳＯ ： データ信号。ターゲットデバイス－＞ＰＣ方向の信号です。必須指定です。 
Ｐｒｏｔｅｃｔ ： ライトプトレクト信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。オプションです。 
Ｈｏｌｄ ： ホールド信号ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。オプションです。 

 
（３）Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ 

ＳＫ ： クロック信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイスへの信号です。必須指定です。 
ＣＳ ： データ信号。双方向信号です。ＰＣ－＞ターゲットデバイスへの信号です。必須指定です。 
ＳＩ ： データ信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。必須指定です。 
ＳＯ ： データ信号。ターゲットデバイス－＞ＰＣ方向の信号です。必須指定です。 
Ｐｒｏｔｅｃｔ ： ライトプトレクト信号。ＰＣ－＞ターゲットデバイス方向の信号です。オプションです。 

 
☆ＣｈｉｐＳｅｌｅｃｔ信号プロパティ： 

②ＣＳ信号負論理 
チップセレクト信号をもつデバイス（ＳＰＩ、Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ）のＣＳ信号線の論理を設定します。チップセレクト信号が

負論理の場合このチェックボックスをオンにします。 
 

☆Ｐｒｏｔｅｃｔ信号プロパティ： 
③Ｐｒｏｔｅｃｔ信号がスキャンチェインに接続されている。 

ターゲットデバイスのＰｒｏｔｅｃｔ信号がスキャンチェインに接続されている場合このチェックボックスをオンにしま

す。データの書き込み実行時、Ｐｒｏｔｅｃｔ信号を制御して、書き込み可能状態とします。 
 
④Ｐｒｏｔｅｃｔ信号負論理 

プトテクト信号線の論理を設定します。Ｐｒｏｔｅｃｔ信号が負論理の場合このチェックボックスをオンにします。 
 

☆Ｈｏｌｄ信号プロパティ： 
⑤Ｈｏｌｄ信号がスキャンチェインに接続されている。 

ターゲットデバイス（ＳＰＩ）のＨｏｌｄ信号がスキャンチェインに接続されている場合このチェックボックスをオンにし
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ます。データの書き込み実行時、Ｈｏｌｄ信号を制御して、書き込み可能状態とします。 
 
⑥Ｈｏｌｄ信号負論理 

ホールド信号線の論理を設定します。Ｈｏｌｄ信号が負論理の場合このチェックボックスをオンにします。 
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（３）メモリ読み出し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８．３．５－３ メモリ読み出し画面 
 

①開始アドレス／終了アドレス： 
ＥＥＰＲＯＭメモリの読み出し開始アドレスと終了アドレスを指定します。 

 
②読み込み： 

読み込みボタンをクリックすると、ＥＥＰＲＯＭメモリからデータの読み込みを行ないデータの表示を行ないます。読

み込み実行中は、［中止］に表示が変わります。読み込み実行中に、［中止］ボタンをクリックすると、処理が中止

されます。 
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（４）デバイス設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８．３．５－４ デバイス設定画面 
 

①デバイスファイルの読み取り： 
書き込みを行なうＥＥＰＲＯＭメモリのデバイスファイルを指定します。デバイスファイルは、デバイスの制御情報が

記述されているテキストファイルです。読み取られたパラーメータは、以下のパラメータに反映されます。 

最新のデバイスファイルは弊社ホームページからダウンロードするか、担当窓口にお問い合わせください。。 

 
②構成 ｂｉｔ幅（Ｉ２Ｃ，ＳＰＩ，Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ）： 

ワードデータのビット幅を指定します。 

 
③ワード数（Ｉ２Ｃ，ＳＰＩ，Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ）： 

ワード数を指定します。 
 

④Ｓｌａｖｅアドレス（Ｉ２Ｃ）： 
Ｉ２Ｃデバイスのヘッダデータ（デバイスコードとスレーブアドレス）を指定します。その文字には、“０１ａＡｘＸ＊” が

使用されます。又文字数は、７Ｂｉｔアドレスフォーマットの時は７文字、１０ビットアドレスフォーマットのときは１０文
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字で構成されます。 

Ｓｌａｖｅ Ａｄｄｒｅｓｓ 定義 ：  
０ ： デバイスコードの“Ｌ”レベルを設定します。 
１ ： デバイスコードの“Ｈ”レベルを設定します。 
ａ ： スレーブアドレス（アドレスピンと比較） 
Ａ ： “ａ” と同じ 
ｘ ： 無視 
Ｘ ： ｘ と同じ 
＊ ： 拡張アドレス設定 

 
⑤アドレスバイト数（Ｉ２Ｃ，ＳＰＩ）： 

ワードアドレスのバイト数を指定します。 

 
⑥ページサイズ（Ｉ２Ｃ，ＳＰＩ，Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ）： 

ＥＥＰＲＯＭデバイスが、ページアクセスをサポートしている場合、ページサイズをバイト数で指定します。ページア

クセスをサポートしていない場合は、データワード数のバイト数を設定します（８ｂｉｔデータであれば１、１６ｂｉｔデータ

であれば２を設定）。 

 
⑦Ｔａｒｇｅｔ Ｃｏｄｅ（Ｉ２Ｃ）： 

アクセスする、ターゲットデバイスのスレーブアドレスを設定します。ＳｌａｖｅＡｄｄｒｅｓｓの“Ａ”（又は“ａ”）で定義され

たビットにここで設定された値が出力されます。 

 
⑧Ｗｒｉｔｅ Ｔｉｍｅ（Ｉ２Ｃ，ＳＰＩ，Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ）： 

ＥＥＰＲＯＭデバイスの書き込み時間をｍｓｅｃ単位で設定します。ＥＥＰＲＯＭの書き込みは、データ書き込み後、

次のデータを書き込むまで一定時間、間隔を空ける必要があります。ＰｏｗｅｒＤｅｂｕｇｇｅｒがデバイスにアクセスす

る際、アクセスとアクセスの間に何もしない状態を出力します（ＮＯＰ処理と呼んでいます）。通常、このＮＯＰ処理

でソフトウェア処理でＷｒｉｔｅＴｉｍｅを満足しますが、デバイスのＷｒｉｔｅＴｉｍｅ が短い場合や、高速なアクセスポート

を使用した場合、ＮＯＰによる書き込み待ち合わせ時間がＷｒｉｔｅＴｉｍｅ［ｍｓｅｃ］より短くなる場合があります。この

場合処理を、継続すると、正常に書き込みが行われない場合があります。この場合、オプションタブの 『Ｉ２Ｃオプ

ション書き込み確認実行』をチェックするか、オプションタブの 『ＮＯＰステートの幅』 の設定を大きくしてください。 

 
⑨Ｐｒｏｔｅｃｔ信号あり（Ｉ２Ｃ，ＳＰＩ，Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ）： 

ターゲットデバイスが ＷｒｉｔｅＰｒｏｔｅｃｔ 機能を制御するための信号を持っている場合、このチェックボックスを有効

とします。スキャンチェインデバイスに接続されているかどうかは、『ポートの設定』タブ「Ｐｒｏｔｅｃｔ信号プロパティ」

で設定します。 
 

⑩Ｈｏｌｄ信号あり（ＳＰＩ）： 
ターゲットデバイスが Ｈｏｌｄ 機能を制御するための信号を持っている場合、このチェックボックスを有効とします。

スキャンチェインデバイスに接続されているかどうかは、『ポートの設定』タブ「Ｈｏｌｄ信号プロパティ」で設定しま

す。 
 

⑪連続読み出し対応（Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ）： 
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ターゲットデバイス（Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ）が デバイス内部のアドレスオートインクリメント機能を持っており、連続読み出し

が可能な場合、このチェックボックスをオンにします。 
 

⑫インスラクションセット定義 
 

Ｗｒｉｔｅ ： 書き込みインストラクションセットを指定します。必須指定です。 
Ｒｅａｄ ： 読み出しインストラクションセットを指定します。必須指定です。 
Ｅｒａｓｅ ： データ消去インストラクションセットを指定します。オプションです。 
ＷｒｉｔｅＳＲ ： ステータスレジスタ書き込みインストラクションセットを指定します。オプションです。 
ＲｅａｄＳＲ ： ステータスレジスタ読み出しインストラクションセットを指定します。オプションです。 
ＷｒｉｔｅＡＬＬ ： チップ全体同一データ書き込みインストラクションセットを指定します。オプションです。 
ＥｒａｓｅＡＬＬ ： チップ全体データ消去インストラクションセットを指定します。オプションです。 
ＰａｇｅＷｒｉｔｅ ： ページ書き込みインストラクションセットを指定します。オプションです。 
ＷｒｉｔｅＥｎ ： 書き込み許可インストラクションセットを指定します。オプションです。 
ＷｒｉｔｅＤｓ ： 書き込み禁止インストラクションセットを指定します。オプションです。 

 
※インスラクションセットが未定義で指定しない場合、Ｐａｒａｍｅｔｅｒ２  に “ｘ” を指定してください。 
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（５）オプション 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図８．３．５－５ オプション設定画面 
 
 

①コマンドビューにステータス出力を行なう： 
フラッシュメモリのアクセスシーケンスログを表示します。正常に書き込みが出来ない時等、デバッグ時に使用しま

す。 

 
②エラーのポップアップ出力を行なう： 

フラッシュメモリのアクセス時、エラーが発生すると、ポップアップ表示を行ない、処理を一時停止します。 

 
③Ｉｎｔｅｌ－ＨＥＸ フォーマットファイル オプション： 

Ｓｕｍチェックを行なう。 ： 各レコード毎にチェックサムを計算し、レコード最後尾のＣｈｋＳｕｍ値

との比較を行ないます。 
規定外のレコードタイプをエラーとする。 ： ００ ０１ ０２ ０３ ０４ ０５ 以外のレコードタイプを検出すると、エラ

ーを出力します。 
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詳細は、『８．２．１ 書き込みファイルのタイプ』 を参照ください。 

 
④Ｍｏｔｏｒｏｌａ－Ｓフォーマットファイル オプション： 

 
Ｓｕｍチェックを行なう。 ： 各レコード毎にチェックサムを計算し、レコード最後尾のＣｈｋＳｕｍ値

との比較を行ないます。 
規定外のレコードタイプをエラーとする。 ： Ｓ０ Ｓ１ Ｓ２ Ｓ３ Ｓ４ Ｓ５ Ｓ７ Ｓ８ Ｓ９ 以外のレコードタイプを

検出すると、エラーを出力します。 

Ｓ５レコードのチェックを行なう。 ： Ｓ５レコードはＳ１／Ｓ２／Ｓ３レコードのレコード数の定義を行ないま

す。Ｓ１／Ｓ２／Ｓ３レコードの数をカウントし、Ｓ５レコードの値と比較

を行ないます。 

 
詳細は、『８．２．１ 書き込みファイルのタイプ』 を参照ください。 

 
 

⑤書き込み確認保護時間： 
ＥＥＰＲＯＭデバイス（Ｉ２Ｃ，Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ）プログラム実行時、データの書き込み確認を実行する際のタイムアウト時

間を設定します。Ｉ２Ｃ デバイスプでは、Ａｃｋの応答確認を、Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅデバイスでは、ＳＤＯ信号からの書き込み

完了フラグの確認を行います。ＳＰＩデバイスは、書き込み完了を示すフラグを持たないため、デバイス設定の「Ｗｒ

ｉｔｅ Ｔｉｍｅ」で定義されている時間の待ち合わせを行う必要があります。書き込み完了の待ち合わせ時間は、⑥

「ＮＯＰステートの幅」で指定します。 

 
⑥ＮＯＰステートの幅： 

ＮＯＰステートとは、ＥＥＰＲＯＭデバイスへのアクセスの前後に挿入される、無効データをさします。ＳＰＩデバイス

は、書き込み完了を示すフラグを持たないため、デバイス設定の「Ｗｒｉｔｅ Ｔｉｍｅ」で定義されている時間の待ち合

わせを行う必要があります。待ち合わせ時間の調整はＮＯＰステートの幅を設定することにより、書き込みアクセ

スの間隔を調整することにより実現します。 

 
 

Ｗｒｉｔｅ／Ｒｅａｄ Ｓｅｑｕｅｎｃｅ 

Ｄａｔａ Ｔｒａｎｓｍｉｔ Ｄａｔａ Ｔｒａｎｓｍｉｔ 

Ｗｒｉｔｅ／Ｒｅａｄ Ｓｅｑｕｅｎｃｅ 

ＮＯＰ 

ステート 

ＮＯＰ

ステート

ＮＯＰ

ステート

ＮＯＰ 

ステート

ＷｒｉｔｅＴｉｍｅ 

＞ ＷｒｉｔｅＴｉｍｅとな

るようにＮＯＰステー

トの幅を調整する。

図８．３．５－６ ＮＯＰステート 
 

ＮＯＰステートによるアクセス間隔がＷｒｉｔｅＴｉｍｅより短くなる場合、以下のような警告メッセージを出力します。 
「Ｓｙｓｔｅｍ Ｍｅｓｓａｇｅ！！ ＮＯＰによる書き込み待ち合わせ時間が ｒｉｔｅＴｉｍｅ[ｍｓｅｃ] り短い可能性があります。
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処理を継続しますか？」 
 
「はい」を選択すると、正常に書き込みができない可能性があります。 

 
☆Ｉ２Ｃオプション 
⑦ページ書き込みモード： 

このチェックボックスをオンにすると、ページ書き込みに対応しているデバイスでは、データ書き込み時、ページ書

き込みを実行します。このチェックボックスがオフの場合は、ワード単位での書き込みを実行します。 
 

⑧連続読み出しモード： 
このチェックボックスをオンにすると、データ読み出し時、連続読み出しモードでデータの読み出しを行います。こ

のチェックボックスがオフの場合は、ワード単位にデータの読み出しを行います。 
 

⑨書き込み確認実行： 
Ｉ２Ｃデバイスのデータ書き込み時、データ書き込みアクセス後、Ａｃｋの応答確認を実行することで、データの書き

込み確認を行います。このチェックボックスをオフにすると、Ａｃｋの応答確認のアクセスが省略されるため、書き込

み速度が向上しますが、⑥「ＮＯＰステートの幅」を調整してアクセス間隔 ＷｒｉｔｅＴｉｍｅ 以上になるようにしなけ

ればなりません。 
 

☆ＳＰＩオプション 
⑩ステータスレジスタ読み出し： 

ステータスレジスタのデータ読み出し処理を実行し、読み出したデータのポップアップ表示を行います。 

 
⑪ステータスレジスタ書き込み： 

設定された書き込みデータのステータスレジスタへの書き込み処理を実行します。 

 
⑫書き込み前に自動的に書き込み可能状態とする： 

このチェックボックスをオンにすると、書き込み処理を実行する前に自動的に書き込み許可コマンドを実行し、デバ

イスを書き込み可能状態にした後、データの書き込みを行います。書き込み禁止状態にあるデバイスでも、データ

の書き込みが実行されるので、注意が必要です。 

 
⑬書き込み後に自動的に書き込み禁止状態とする： 

データの書き込み処理後、書き込み禁止コマンドを実行して、デバイスを書き込み禁止状態にします。 

 
⑭ページ書き込みモード： 

このチェックボックスをオンにすると、ページ書き込みに対応しているデバイスでは、データ書き込み時、ページ書

き込みを実行します。このチェックボックスがオフの場合は、ワード単位での書き込みを実行します。 
 

⑮連続読み出しモード： 
このチェックボックスをオンにすると、データ読み出し時、連続読み出しモードでデータの読み出しを行います。こ

のチェックボックスがオフの場合は、ワード単位にデータの読み出しを行います。 
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☆Ｍｉｃｒｏｗｉｒｅ オプション 
⑯書き込み前に自動的に書き込み可能状態とする： 

このチェックボックスをオンにすると、書き込み処理を実行する前に自動的に書き込み許可コマンドを実行し、デバ

イスを書き込み可能状態にした後、データの書き込みを行います。書き込み禁止状態にあるデバイスでも、データ

の書き込みが実行されるので、注意が必要です。 

 
⑰書き込み後に自動的に書き込み禁止状態とする： 

データの書き込み処理後、書き込み禁止コマンドを実行して、デバイスを書き込み禁止状態にします。 

 
⑱読み取り時もＰｒｏｔｅｃｔ信号を解除する： 

一部のＭｉｃｒｏｗｉｒｅデバイスには、データ読み取り時、Ｐｒｏｔｅｃｔ信号を解除する必要があるものがあります。このよ

うなデバイスの場合、このチェックボックスをオンにします。 
 

⑲ページ書き込みモード： 
このチェックボックスをオンにすると、ページ書き込みに対応しているデバイスでは、データ書き込み時、ページ書

き込みを実行します。このチェックボックスがオフの場合は、ワード単位での書き込みを実行します。 
 

⑳連続読み出しモード： 
このチェックボックスをオンにすると、データ読み出し時、連続読み出しモードでデータの読み出しを行います。こ

のチェックボックスがオフの場合は、ワード単位にデータの読み出しを行います。 
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 第９章 その他

 

９．その他 

９．１ ＥＤＩＦファイルの階層表示 
 

プロジェクトに設定されたＥＤＩＦファイルをツリー表示します。 
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９．２ 認証コードの登録 
 

Ｐｏｗｅｒデバッガを動作させるには認証コードの入力が必要です。動作させるＰＣのインストールディスクのボリューム番

号或いはＬＡＮカードのＭＡＣアドレスをサポートデスクに連絡下さい。折り返し認証コードを返送いたします。この認証

コードを［ヘルプ］－[シリアル番号]のＳｅｒｉａｌ Ｎｕｍｂｅｒダイアログの認証コードに入力することで使用可能となります。 

 

☆ＣＤ－ＲＯＭでインストールする場合。 

Ｍａｃアドレス　ｏｒ　Ｖｏｌ番

号をサポートデスクに連絡

シリアルコードとパスワー

ドを入力

パスワードを返送

利用可能

 

図９．２－１ 認証コードの登録フロー（ＣＤ－ＲＯＭ） 

 

☆インターネットからダウンロードした場合 

Ｍａｃアドレス　ｏｒ　Ｖｏｌ番

号をサポートデスクに連絡

シリアルコードとパスワー

ドを入力

利用可能

お客様登録

シリアルコードとパスワー

ドを返送

インターネットバージョンはパスワード

を入力を行なわないと３カ月の期間限

定となります。 

 

図９．２－２ 認証コードの登録フロー（インターネット） 

 



  

 
 
 

デバッグソリューションズがここで提供する情報は、正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関す

る責務は一切負いません。ここに記載される情報は、２００５年３月におけるものです。訂正、変更、改版に追従して

いない場合があります。最終的な確認はヘルプデスクにお問い合わせ下さい。 

 
 デバッグソリューションズ 

Ｄｅｂｕｇ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 

Web http://www.debsol.com

E-Mail mail@debsol.com 
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